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ONSOZ

Kriminal olaylarin aydinlatilmasi agisindan 6nemli bir parametre ve titizlik
gerektiren calisma alani olan parmak izi incelemesi, olayin meydana gelmesinden
sonra yapilan olay yeri incelemesinin yalnizca bir kismini olustursa da olayn failinin
tespiti ve gerekli adli islemlerin devami igin elzemdir. Uzerinde ¢alisilacak yiizeylere
gore parmak izi tespiti isleminde pek ¢ok farkli yontem gelistirilmis ve siiregelen
caligmalarla birlikte devami saglanmaktadir. Gerek olay yerinde kullanilan yontemler
gerekse laboratuvar ortaminda tercih edilen yontemlerin, uygulayict uzmana saglik
acisindan olumsuz etkileri géz Oniine alinarak yapilan bu calismada, alternatif bir
yontem olarak kriminal laboratuvarlara 6nerilmesi amaglanmastir.

Doktora calismam boyunca gerek ders siireci gerekse akademik calisma
sistemini etkili bir bigimde kazanmami saglayan ve bu siire¢ boyunca sabir ve
anlayisini benden esirgemeyen degerli damigmanim Sayin Prof. Dr. Nergis
CANTURK ’e,

Akademik anlamda adli bilimler alaninda bilgi edinme ve disiplinlerarasi
calisma koordinasyonunu edinme anlaminda katki saglayan enstitii miidiirii Saym
Prof. Dr. Sinan SUZEN’e,

Yiiksek lisans egitimimden bugiline uzun yillar boyunca hicbir destegini
esirgemeyen degerli hocam Sayin S. Tiilay SERIN ve rahmetli hocam Prof. Dr.
Necmi SERIN’e,

Deneysel caligmalarim esnasinda her tiirlii destek gosteren ve tecriibelerini
esirgemeyen Gaziantep Olay Yeri Inceleme Sube Miidiirliigii APFIS uzmanlari
Ibrahim YILMAZ, Veysel AVCI, A. Ali KALKAN ve Mustafa GOCER e, viicut izi
gelistirme laboratuvar uzmanlar1 Hasan IYISAN, Aydin CELIK, Orhan RENCBER,
Ugur Baki ALTINTAS ve Gokhan ALAKAS’a, yardimlarim1 esirgemeyen kiymetli
arkadaslarim J.Yzb. Atakan SENGUL’e ve Hakan OT’a,

Calismanin istatistiksel anlam kazanmasi hususunda destek veren Dog. Dr.
[brahim GIRITLIOGLU na,

Gosterdikleri anlayis ve katkilarindan dolayr degerli esim Sirin UZUN CAM’a,
sevgili Asli UZUN’a, ailesine, aileme ve biricik kizim Derin Masal’a tesekkiir eder,

saygilarimi arz ederim.
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1. GIRIS

Parmaklarin tirnak ucuna yakin olan bogumu ile tirnak arasinda kalan papil
denilen hatlarin herhangi bir yiizeyle temasi sonucu yiizey lizerinde olusan izlere

parmak izi denir (Senocak, 1995).

Diger bir tanima gore bu papil ya da papila ad1 verilen ve ana rahminde altinci
ayda tam olarak olusan deri kivrimlarinin temas ettigi ylizeylerde olusturdugu ize

parmak izi denir (Tunali, 2001).

Gozeneksiz yiizeylerde latent (goriinmez, gizli) izlerin gelistirilmesinde 5-
methylthioninhydrin yontemi, siyanoakrilat; diger bir deyisle superglue ya da halk
arasinda bilinen adiyla japon yapistiricisi metodu, yapiskan bantlar (sticky side
powder) ve tozlama yontemiyle tespit en sik kullanilan tekniklerdir (Almog ve ark.,
1992).

Bununla birlikte bu metotlara ek olarak vakumla metal kaplama ve “sputtering”
olarak bilinen sagtirma teknigi alternatif yontem olabilir. Diger yontemlerle
karsilastirildiginda, tanimlanabilir 6zellikler agisindan sagtirma metoduyla kaplama
yonteminin daha az elverisli oldugu sOylenebilir. Fakat bagimsiz calismalar bu
teknigin netlik bakimindan diger yontemlerle karsilagtirilabilir oldugunu
gostermistir. Gozeneksiz ylizeylerde latent izlerin gelistirilmesinde sagtirma teknigi,

isletme ve bakim maliyetinin az olmasi avantajli 6zellikleridir (Turner ve ark., 2010).



1.1 Parmak izi

El ve ayak parmaklarmin tirnak kismi ile birinci bogum bitis ¢izgisi arasinda,
birbirlerine 0.2 ile 0.5 mm araliklarla paralel olarak siralanmis olan setlerin, temas
sonucu cesitli yiizeyler iizerinde (emici olmayan, parlak, diiz zeminler) biraktig1 ize

parmak izi denir (Senocak, 1995).

Parmak izini olusturan papil denilen bu hatlar incelendiginde, igerisinde
gbzenekli por adi verilen kiiclik ¢ikintilarin oldugu, bu kiiciik ¢ikintilarin bir araya
gelmesiyle papil hatlarinin olustugu, bu porlar tizerinde biriken ter, yag gibi biyolojik
stvilarin yilizeylere temasi sonucu biraktiklari iz seklinde tanimlanabilir (Gaensslenn,

1991).

1.2 Tarihte Parmak izi

Tarih 6ncesi donemlerde eski Cin’de bazi kil tabletler {izerinde bagparmak
izlerine rastlanilmig, milattan sonra 619-906 yillar1 arasinda Kia Kung Yen
doneminde resmi yazigsmalarda parmak izinin kullanim1 ger¢eklesmis ancak bir belge

olarak kullanilmamistir (Margot ve Lennard, 1992).

1300°lii yillarda Pers Imparatorlugu zamaninda bir doktor resmi kurumlardaki
evraklardan faydalanarak iki parmak izi arasinda tasnif islemleri yaparak izlerin
birbirinin aynis1 olmadigini ortaya koymustur. 1684 yilinda Ingiliz bitki bilimcisi
olan Nehemiah Grew sudariferos (Derinin gézeneklerinden sizan, kendine 6zgii bir
kokusu olan, yapiskan, renksiz, tuzlu sivi, ter) gozenekleri iizerindeki ¢alismasi
sonucu papil hatlarmi detayl bir sekilde ortaya koymustur. Daha sonra anatomist

Prof. Marcello Malpighi, sonradan kendi isminin verilecegi deri alti tabakasi



tizerinde caligmalar yaparak parmak izinde bulunan cizgi, halka ve spiralleri
tamimlamustir. 18 ve 19. yy. arasinda yasamis olan Ingiliz yazar Thomas Bewick ise

kendi parmak izini imza olarak kullanmistir (Grew, 1984; Lee ve Gaensslenn, 2001).

1823’te anatomist Prof. John Evangelist Purkinje parmak izlerini 9 grupta
tasnif etmistir (Purkyné, 1823). Parmak izi ile imza konusuna bir diger 6rnek ise
1858 yilinda Ingiliz Dis iliskiler Biirosunda ¢alisan William Herschel Hindistan’da
yerlilerin hile yapmasint engellemek amaciyla yapilan kontratlar iizerine parmak
izlerinin alinma islemini yapmistir. Daha sonra elde ettigi parmak izlerinden olusan
bir koleksiyona sahip olan Herschel, yaptigi ¢alismalar sonucunda parmak izlerinin
essiz oldugunu ortaya koymustur. Bu inceleme, yaklasik yirmi yil sonra isko¢ bilim
adami, fizik¢i ve misyoner Henry Faulds tarafindan hazirlanan parmak izi ile ilgili
bir makalenin temelini olusturmustur (Margot ve Lennard, 1992; De Forest ve ark.,
1983; Faulds, 1880).

Faulds’un yayininda, deri iizerindeki ¢ikintilarin (papil) tespit acisindan 6nemli
oldugu, ele aldigi bir konudan yola ¢ikarak, kendi evinde gergeklesen hirsizlik
neticesinde evin bir odasinda buldugu parmak izinin birka¢ giin sonra yakalanan
siipheliye ait oldugu tanimlanmistir. Japonya’da bir hastanede calisgan Faulds o
donemde Cin ve Japonlar tarafindan yapilan vazolara olan ilgisi sebebiyle vazolarin
yapimi sirasinda pismeden Onceki dokunuslar nedeniyle olusan parmak izlerine
rastlamigtir. Faulds’un makalesinde ele aldig1 hirsizlik olayinda ise kendisine ait evde
bulunan sarap siselerinin siirekli bos oldugunu gérmesi ve bu bos siselerin tizerindeki
parmak izlerini incelemesi sonucu tarihte parmak izinden tespit edilip yakalanan ilk
kisinin kendi hizmetgisi oldugunu ispatlamistir. Bu anlamda kendisi de ilk parmak izi
uzmani olarak sayilmaktadir (De Forest ve ark., 1983; Berry ve Leadbetter, 1987,
Faulds, 1880).



IIk resmi parmak izi ise Gilbert Thomson’a ait parmak izidir. Thomson,
bilimsel manada hirsizliklarin 6niine ge¢mek icin kendi belgelerinde (1882) kendi
parmak izini kullanmigtir. 1883 yilinda parmak izi alaninda ilk sistematik girisim
Alphonse Bertillon tarafindan yapilmistir. Bu sistemde insan uzuvlarinin 6lgiilmesi
ve bu uzuvlarmn bir ugtan diger uca olan uzakliklarinin baz alinarak bir profil ortaya
¢ikmasi amaclanmistir. Bu sistemde insanin yirmi yasindan Oliimiine kadar gecen
stirede kemik sisteminin boyutlarinin ayn1 kalacag diisiiniilmiis, buradan hareketle
boy uzunlugu, kafa genisligi, sol ayak uzunlugu ve agik iken kollarin maksimum
uzunlugu gibi dlgtimler yapilmistir (Margot ve Lennard, 1992; De Forest ve ark.,
1983).

Bilinen ilk parmak izi uzmani olan Faulds parmak izi tasnifini anlatan kendi
belgelerini Charles Darwin’e gondermis ancak Darwin hasta olmasi sebebiyle bu
evraklar1 kuzeni olan Francis Galton’a gondermistir. Galton tarafindan daha da
gelistirilmis bir parmak izi sistemi ortaya ¢ikmig olup bu sistem giiniimiizde temel
olarak kabul gormektedir. Galton’un Finger Prints adli eserinde parmak izlerini
lasso, wirbel ve ark olarak ii¢ ana grupta incelenmesi gerektigini 6ne siirmiis ve
Ingiliz hiikiimeti Bertillon sistemine ek olarak bu tasniflendirmeyi de kabul etmistir

(Galton, 1892; Saferstein, 1998).

19. yiizyilin sonlarinda Arjantinli bir polis olan Juan Vucetich hem Galton hem
Bertillon sistemini kullanarak, kendi ¢ocuklarini 6ldiiren Rojas adli bir kadinin olay
yerinde biraktigi kanli bir parmak izini inceleyerek kadinin suglu oldugunu
ispatlamas1 sonucu tarihin sistematik ¢éztimlemeyle ilk suglu teshisine imza atmastir.
Vucetich Sistemi olarak kullanilan bu sistem giiniimiizde Ispanyolca konusan birgok

tilkede gegerliligini korumaktadir (Vucetich, 1893; Margot ve Lennard, 1992).

1902 yilinda Dr. Edward Richard Henry onciiliigiinde New York Civil Service

Commission (New York Sivil Servis Komsiyonu) tarafindan kisisel anlamda teshis



yapilmasi i¢in parmak izlerinin alinmasi resmiyet kazanmistir. Amerika’daki birgok
cezaevinde bu sistem kullanilmig, daha sonra buradaki parmak izlerinden olusan bir
arsiv FBI (Federal Bureau of Investigation: Federal Arastirma Biirosu) parmak izi

arsivinin temelini olusturmustur (Saferstein, 1998).

1924’de temeli atilan bu sistemle FBI’in “tanimlama bdlimi” kurularak
yaklasik 30 yil igerisinde elde edilen parmak izi kart1 200 milyon adede ulagmustir.
1954 yilinda kagit iizerindeki parmak izlerinin goriiniir hale getirilmesi icin
uygulanan kimyasal bir malzeme olan ninhidrinin, Oden ve Von Hofsten tarafindan
kullanilmasiyla parmak izi tespiti farkli bir boyut kazanmistir (Oden ve VVon Hofsten,
1954). 1977°de 15181n parmak izi lizerine etkisi ¢aligmalar1 yapilmakla birlikte yine
aym yil, Fuseo Matsumura adli bir Tokyo Metropolitan Polisi tarafindan kazara,
temel maddesi Cyanoacrylate olan japon yapistiricisini buharlastirarak  yiizey
tizerindeki gizli parmak izinin tespitine olanak saglamistir (Dalrymple ve ark., 1977;
McNutt, 2004).

1970 ve 1980’lerde ise vakumla metal ¢oktiirme, fiziksel gelistirici ve
radyoaktif etiketleme gibi bir¢ok teknikle gizli izlerin goriiniir hale gelmesi
amaclanmistir. 1990’1 yillarin  basinda Pennsylvania Universitesi'nde Prof.
Madeleine Joullié ve yardimcist Dr. Robert Heffner tarafindan bir baska kimyasal
yontemle parmak izini goriiniir hale getirecek olan S-methylthioninhydrin
sentezlemistir (Heffner ve Joullié, 1991). Giiniimiizde bilgisayar sistemlerinin
gelismesiyle birlikte olay yerlerinden elde edilen parmak izlerinin AFIS (Automated
Fingerprint Identification System: Otomatik Parmak izi Tanimlama Sistemi)
tizerinden hizli bir sekilde taranmasi neticesinde son derece hizli sonuglara

ulagilmaktadir (Osterburg ve Ward, 1997; Petrovskaia, 1999).
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1.3 Parmak izinin Genel Ozellikleri

1.3.1 Benzemez ve benzetilemez 6zelligi

Cilt alt1 papillerindeki bir tabakada meydana gelmis olan parmak izi belli
bi¢cim, biiyiikliik ve parmak iizerinde bulundugu yer itibariyle, ¢ok karmasik bir
bicimler bileskesidir. Parmak izi i¢in tektir, essizdir diyebiliriz, dolayisiyla aym
yumurta ikizlerinin bile parmak izleri birbirine benzemez. Bu saptama elbette
simdiye dek toplanabilmis Orneklerin istatistiksel sonucuna bakilarak yapilmistir.
Insanoglunun var oldugundan bu yana toplanmuis ve Kkarsilastirmasi yapilmis

kapsaml1 bir arastirma sdz konusu degildir (TUBITAK, 2013).

Genellikle parmak izinin benzersiz oldugu iddia edilmektedir. Adli DNA i¢in
testler insan genomunun yalnizca kiigiik bir kismini inceler. Teklik iizerine 6nemli
bir literatiir olmasina ragmen, gergek bilimsel destek dnerme sayisi sasirtict derecede
azdir. "Istatistiksel bir bakis acisiyla, bilimsel parmak izi temeli bireysellik i¢cin son
derece zayiftir" (David, 2003).

Parmak izi tanimlamasi ic¢in bircok bilimsel c¢alisma yapilmistir. Bu
caligmalardan biri de Meagher, Budowle ve Ziesig tarafindan gergeklestirilen FBI
destekli ¢alismadir ki bu MBZ olarak adlandirilmistir. MBZ ¢alismasinda 50.000
dijital parmak izi goriintiisii se¢ilmis ve tiim olasi ikili karsilastirmalar yapilmis ve bu
calisma sonucunda bir parmak izinin digerine benzeme olasiligmin 1/10°7 oldugu
goriilmiistiir. Bir adli bilimci olan Profesér Kaye ve Dr. Stoney FBI'in bu
arastirmasini sert bir dille elestirmis ancak 10%7°de 1 olasilig1 da kamt olarak kabul

edilmistir (Zabell, 2005).



Parmak izinin benzemezlik 6zelligi konusunda pek ¢ok teori vardir. Bozuk
para O6rneginde oldugu gibi, yiiz milyonlarca denemenin bazi iki tanesinde, tamamen
sans eseri, paranin %100 ayni yerde durma durumu dogabilir. Iste bu durum,
milyarlarca insani barindiran ve yliz milyarlarcasinin tarihte yasadigi bir gezegende,
tipatip ayni parmak izine rastlanmasinin miimkiin olabildigini gdstermektedir. Cok
diisiik bir olasiliktir; ancak imkansiz degildir. Ug¢ bilimler konusunda oldukga
kapsamli arastirmalar1 olan, Darwin'in kuzeni Sir Francis Galton, iki kisinin aym
parmak izine sahip olma olasiliginin yaklasik 64 milyarda 1 oldugunu hesaplamistir.
Son 52.000 yil igerisinde Diinya {izerinde yasayan insan sayisinin ise 107 milyar
civarinda oldugu diistiniilmektedir. Elbette bir olasiligin 64 milyarda 1 olmasi, onun
hi¢ olmayacagi anlamina gelmez. Bunun en giizel 6rnegi, bir yapragin agagtan kopup
belirgin bir noktaya diisme olasiliginin milyarda bir olmasma ragmen, o noktaya
diisebilmesidir. Yani diisiik olasilikli olaylar bile bu evren igerisinde olabilmektedir

(Galton, 1892; Evrimagaci, 2013).

Parmak izlerinin benzemez olusunun en Onemli nedeni papil hatlarindaki
karakteristik Ozelliklerin varligidir. Kimlik teshisi bakimindan parmak izi
eslestirmesi yapilirken 10 veya daha fazla 6zellik yeterlidir. Ancak bu say1 diinya
capinda bir referansa tekabiil etmez. Oyle ki Ingiltere ve Fransa gibi iilkeler kimlik
tespitinde 16 hatta 17 nokta benzerligi aranan metotlar kullanir. Isvigre’de bu say1 8
ila 12 arasinda degisebilir. Kanada ve Amerika gibi iilkelerse bu konuda kesin bir
say1 vermemekle birlikte parmak izi uzman goriisiinii degerlendirmeye almaktadir.
International Association for Identification; IAl (Uluslararas1 Kimlik Saptama
Birligi) nin 1973 tarihli kararina gore “olumlu bir tanimlama yapmak i¢in iki ayri
parmak izinde ortak olmas1 gereken karakteristik papil noktasi sayisiyla ilgili kesin
bir deger yoktur. Parmak izinden kimlik tespiti yapilirken belirli bir miktar benzerlik
sart1 aranmaktadir ve bunun da dayandigi temel bir esas yoktur” goriisii hakimdir

(Margot ve Lennard, 1992).



1.3.2 Degismez ve degistirilemez ozelligi

Insan viicudunda zamana ve doganin etkilerine kars1 olarak uzuv kopmasi, sag
beyazlamasi gibi durumlar meydana gelse de sinir hiicreleri, dis yapisi, kemik ve
DNA kodu gibi 6zellikler degismez kalacaktir. Bu degismez 6zelliklerden bir tanesi
de parmak izidir (Ozdemir, 1999).

Yanma, asinma, kesik gibi herhangi bir dis etkene maruz kalan {ist deri
tabakas1 zamanla kendini yenileyecek ve eski haline donecektir. Bu zedelenme ve
kesiklerin derin olmas1 parmak izi modelini etkilemeyecektir. Ornegin, Giessen
kendisine ait parmak izlerini 41 yil sonra karsilastirmis ve mutlak bir benzerlik
gormiistiir. Galton ise 5000 yillik mumyalarin parsdmenlesmis deriler ilizerinde
yaptig1 ¢aligmalar neticesinde degismez oldugu sonucuna varmistir. Edmond Locard
ve Witkowski, parmak uclarint kizgin madenlere ve kaynamis suya tutmuslar,
yaralarinin iyilesmesinin sonucunda olusan izlerin eskisiyle ayni oldugunu

gormiislerdir (Fisher, 1984).

Parmak izi degismedigi gibi ayni1 zamanda insanoglunun bu konuda pek ¢ok
girisimi olsa da degistirilemezdir. Ornegin uluslararasi bir terdrist olan John Dillinger
kendi parmak izlerini yok etmek i¢in parmagina asit dokmiis ancak kendisinin
oldiirtilmesinden sonra morgda alinan parmak iziyle daha onceden alinmis olan
izlerin mukayesesi sonucu asitle dahi parmak izinin degistirilemedigi gorilmiistiir

(Saferstein, 1998).

1.3.3 Tasnif edilebilir 6zelligi

Parmak izinin karakteristik yapisi temelde dort 6zellige dayanmaktadir (Sekil

1.1.). Bu dort 6zellik nokta, hat, ada ve cataldir. Nokta, en az iki porun birlesmesiyle



olusan sekildir. Hat, ikiden fazla porun birlesmesiyle olusur. Burada porlarin
uzunluguna bagl olarak kisa ve uzun hat s6z konusudur. Ada, bir papilin ikiye
ayrilip tekrar birlesmesiyle olusur ancak tek basina miistakil de olusabilir. Catal ise

bir papilin ayrilip iki kol yaparak yoluna devam etmesidir.

C

Sekil 1.1. Parmak Izinin Karakteristik Ozellikleri. a; hat ya da kiiciik bir ada, b;
catal, c; delta, d; ada, (Galton, 1892).

Parmak izleri genelde lasso (loop; ilmik), ark (arch; yay) ve wirbel (whorl;
demet, girdap, sarmal) gruplari olarak siniflandirilir. Genelde parmak izlerinin %65’
lasso, %30’u wirbel ve %5 kadar1 da ark grubudur. Lasso grubu izler tek doniislii
izlerdir yani papil, izin bir tarafindan girip ayn1 yoldan geri donmiistiir. Papillerin
bagparmaga dogru agilmasiyla radyal, ser¢e parmak tarafina dogru egilim yapmasiyla
ulnar olusur. Izlerde taban hattin1 belirleyen nokta deltadir. Deltanin altinda kalan
kisim taban hatti, deltanin i¢ kismi1 merkez hatt1 ve merkezde deltanin devami olan

papilin iist kismina ¢evre hatt1 denir. Biitiin lasso izlerde delta olmalidir (Saferstein,
1998).

Her iki elde de kement kollar1 (U doniisii yapan papiller) ve kementin agiz
istikameti kiiciik parmak istikametine dogru olan ize ulnar iz denir. Kement kollar
ve kement agzinin bagparmak istikametine oldugu iz grubuna radyal iz denir. Ark
grubu izler ark (plain arch) ve tak (tended) olmak tizere ikiye ayrilirlar. Ark izler

deltasiz olup, hatlar izin bir kenarindan baglar, merkezi gectikten sonra geriye doniis



yapmadan yoluna devam ederler. Bu tiir izler saga ve sola yatik olmakla birlikte en
basit izlerdendir. Tak grubu izler ise ark izler gibi deltasiz ve merkezsiz olup genelde
izin merkez kismi gibi goriinen bolgenin iizerinde hayali bir delta s6z konusudur.
Tak izlerde, ark izler gibi yayvan bir egilim yerine daha dik ancak 90 dereceyi
asmayacak bir egilim yaparlar. Wirbel grubu izlerde ise temel olarak dort alt gruba
ayirmak miimkiindiir. Dairevi helezon (plain whorl), merkezi cepli (central pocket
loop), muzaf (double loop), karisik (accidental) izler wirbel grubunu olusturur.
Wirbel izlerde lassodan farkli olarak ¢ift doniis, ¢ift delta s6z konusudur. Dairevi
helezonda papil hatt1 izin merkez kisminda helezon sekli yapip bir iki tur donmesiyle
olusur. Eger dairevi helezon, girdap sekli yani helezonik bir hareket yapmadan kendi
merkezinde birkag¢ tur donerse buna da merkezi daire iz denir. Merkezi daireli bu
izlerin iist ve alt kisimlarindan ¢ekilmis gibi (siindiirme) olusan goriintiisiine merkezi
beyzi iz denir. Merkezdeki papil oval hareket edip siralanirsa da buna beyzi helezon
iz denir. Merkezi cepli izde, merkezde tam bir tur atip ¢ember olusturan miistakil
veya en fazla dort papilden olusan kivrim vardir. Muzaf izlerde iki lasso izin
birlesimi, tamlamasi gibi bir durum vardir. Lasso grubundaki kementli yapilar birbiri
igine gecerek donme hareketi sonucu olusur. Muzaf izin kementlerinden birisinin iki
kolunun delta disina ¢ikmasi sonucu ikiz iz adim alir. Ug veya daha fazla deltal
olabilen birkag izin karisimindan meydana gelen ize karisik iz denir. Parmak izinin
karakteristik 6zelliklerinden olan ada, hat, ¢atal, nokta, delta gibi pek ¢ok degiskenin
hepsinin bir arada bulunmadig1 ve iilkelere gore degiskenlik gosteren teshis igin
gerekli 6zellik sayist yoktur. Bu karakteristik 6zelliklerin bulunma ihtimalleri on
binde bir ¢arpani ile olmak {izere, hat sonu i¢in 832 (on binde), catal i¢in 382, kisa
hat icin 177, nokta i¢in 151, koprii i¢in 122, ¢engel i¢in 74, ada i¢in 64, ikili ¢atal
icin 14, deltada 20, ii¢lii ¢atalda 6, kirik hatta 139 dur (Osterburg ve Ward, 1977).
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1.4 Parmak Izlerinin Gelistirilmesinde Kullanilan Metotlar

Parmakizi |
gelistirme
[WEEL

e o
Fiziksel metotlar, Fiztkokimyasal Kimyasal metotla
metotlar

Vakumla metal
S T “ m o

Renkli ve siyah
tozlar

Fiziksel gelistirici

11
11

Sekil 1.2. Parmak Izi Gelistirmesinde Kullanilan Yéntemler (Lee ve Gaensslenn,
2001; Sevim, 2002).

1.4.1 Fiziksel Metotlar

1.4.1.1 Tozlama Yontemi

Gizli izleri goriiniir hale getirmek i¢in kullanilan yontem olan tozlamada 6zel
bir malzeme olan parmak izi tozu kullanilir. Kagit gibi yiizeyler i¢in manyetik
parmak izi tozu kullanilabilecegi gibi uygulanan yiizeyin rengine gore c¢esitli
renklerde tozlar da kullanilabilir (Sekil 1.3.). Uygulanacak olan yiizeye, toza
batirllmis olan fiberglass filament (cam elyaf) fircayr dondiirme suretiyle izler

belirgin hale getirilir (Lee ve Gaensslen, 2001).
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Sekil 1.3. Tozlama Yo6nteminde Kullanilan Malzemeler.

1.4.1.2 Yapiskan Bantlar (Sticky Side Powder) Yontemi

Bu yontemde yapiskan bant tozlari, Photo Flo adi verilen bir ¢ozelti ile
karigtirilir. Elde edilen bu homojen karigim yapiskan bant yiizeyine bir firga ile

uygulanarak izlerin goriiniir hale getirilmesi saglanir (Lee ve Gaensslenn, 2001).

1.4.1.3 SPR (Kiiciik Parcacik Belirteci) Yontemi

Tozlama yoOnteminde kullanilan toz malzemenin sivi halinde kullanilmast
prensibine dayanan ve 1slak yilizeyler iizerindeki parmak izlerinin goriiniir hale
gelmesini saglayan bir yontemdir (Sekil 1.4.). Islak yiizey tizerine izi bozmayacak
sekilde uygulanan SPR spreyi ile izlerin goriiniir hale gelmesinden sonra yiizey bir
kurutucu yardimiyla kurutularak daha sonra izin alinmasi islemine gegilir (Sevim,
2002).
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Sekil 1.4. SPR Yonteminde Kullanilan Malzemeler.

1.4.1.4 Optik inceleme Yontemi

Uzerinde herhangi bir kimyasal islem uygulanmamis olan parmak izinin farkl
dalga boylarina maruz kalmasi sonucunda izin belirgin hale getirilmesi yontemidir

(Sevim, 2002).

1.4.1.5 Vakumla Metal Kaplama

Latent (gizli iz) yiizeylerde vakumla metal kaplama teknigi ilk olarak 1960’11
yillarda kullanilmaya baslanmistir (Theys ve ark., 1968).

1970’11 yillarda ise UK Home Office, Police Scientific Development Branch
(Birlesik Krallik Polis Bilimsel Gelisim Subesi) tarafindan gelistirilerek kiiciik
miktarlardaki ¢inko ve altin metallerinin polietilen ambalaj film gibi gozeneksiz

ylizeylere buharlastirilmasiyla baslayan bir tekniktir (http://goevidence.com).
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1.4.2 Fiziko-Kimyasal Metotlar

1.4.2.1 Siyanoakrilat; Superglue (Japon Yapistiricisi) Teknigi

Siyanoakrilat duman odasi, giivenli, kontrollii bir ortamda gbzeneksiz
yiizeylerden gizli iz gelistirmek i¢in kullanilir. Siyanoakrilat, odanin igine yerlestirilir
ve delil, ayarlanabilir asma ¢ubuklar kullanilarak kolayca konumlandirilir. Dongiiniin
baslatilmasi sicak plaka, nem, kap1 kilidi, i¢ devridaim fani ve temizlik dongiistinii
kontrol edecek otomatik sistemi tetikler. Yeniden devirli tasarimi sistemin kanal

gerekmeden caligmasini ve kurulmasini saglar (Topairsystems, 2015).

Supergluenun 1sitilarak buharlastirilmasi ve bu buharin delile niifuz etmesi

sonucu izlerin gelismesi mantig1 s6z konusudur (Lee ve Gaensslen, 2001).

Laboratuvarlarda ninhidrin, diazaflorenon ve vakum metal kaplama
teknikleriyle goriinmeyen izler tespit edilebilir. Japon yapistiricisinin parmak izini
gorliniir hale getirdigi 1977 yilinda kazara, F. Matsumura adli bir Japon tarafindan,
olay yerinden elde edilen bir sag¢ telini mikroskop camina japon yapistiricisi ile
yapistirdiginda cam {izerinde bir parmak izi olustugunu gormesiyle baglamistir.
Matsumura temiz bir cama parmak izini basmis, japon yapistiricisinin buharini cama
tutmus ve bu sayede izin gorlinlir hale geldigini fark etmistir. Buradaki prensip,
japon yapistiricisinin buharinin camdaki nem ile reaksiyona girmesi ve izin polimer

haline gelmesi yani plastiklesmesidir (Urakbulut, 2015).

1.4.2.2 iyot Metotu

Isitilmis bir odacik igerisinde sprey tabancasi yardimiyla iyot kristallerinin

tizerinde iz bulunan yiizey iizerine uygulanmasi ve bu iyotlarin parmak izindeki yag
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asitleriyle tepkime vererek renkli bir iz ortaya ¢ikarmasi prensibine dayanir (Sevim,
2002).

1.4.2.3 Fiziksel Gelistirici

Sebakus tiirii ter bezleri tarafindan salgilanan lipidler ile tepkime veren giimiis
ve ferro-ferric redoks ¢iftini olusturup uygulanan metal tozlarinin yiizeyde bulunan
ize yapigmasi durumudur. Ozellikle 1slak kagitlarda kullanimi iyi neticeler verir

(Acilkan, 2000).

1.4.3 Kimyasal Metotlar

1.4.3.1. 5-Methylthioninhydrin ve Ninhidrin Yoéntemi

5-methylthioninhydrin  (5-MTN) yontemi, elde edilen bir delil iizerinde
kullanildiginda parmak izinin gelismesini; gorliniir hale gelmesini saglayan bir
yontemdir (Petrovskaia, 1999). ilk olarak 1990’11 yillarin baslarinda Pennsylvania
Universitesi’nde Prof. Madeleine Joullié ve yardimcist Dr. Robert Heffner tarafindan
sentezlemistir (Heffner ve Joullié, 1991). Israil ulusal polisi ve Amerikan gizli servisi
tarafindan test edilmistir (Cantu ve ark., 1993; Almog ve ark., 1992). Uygulama oda
sicakliginda, karanlik ve %80 oraninda nemli bir ortamda yapilmalidir (Petrovskaia,
1999).

Elde edilen bir delilin bir kap igerisine batirilip, daha sonra karanlik ve nemli
bir ortama alinip kurutulduktan sonra latent izlerin goriiniir hale gelmesi beklenir
Daha sonra bir filtre yardimiyla goriiniir hale gelen izlerin fotograf ¢ekimi yapilarak

islem tamamlanir (Almog ve ark., 1992).
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Ninhidrin ise ekrin bezlerinin salgiladig1 amino asitlerle tepkime vererek ortaya
cesitli renklerde iz olusturan kimyasal bir boya malzemesidir. Bu yontem kagit gibi
selilloz iceren malzemelerdeki izlerin ortaya c¢ikarilmasinda iyi bir yontemdir

(Acilkan, 2000).

1.4.3.2 Diazofluoren (DFO) Yontemi

Diazofluoren kimyasal bir yontem olup kagit, karton gibi ylizeyler iizerinde
uygulanabilirligi olan hatta soluk kanli parmak izlerinde kullanilabilen bir
malzemedir. Aminoasit ve proteinlerle etkileserek yiiksek parlaklikta cesitli

renklerde iz ortaya ¢ikarir (Ag¢ilkan, 2000).

Ninhidrinden elde edilen renkten daha agik tonda bir iz rengi elde edilir. Kisa
zamanda iyi sonuclar alinmasina imkan verdigi gibi ikinci bir islem gerektirmez

(Pound ve ark., 1990).

1.4.3.3 Giimiis Nitrat

Goriinmez iz tortusunda bulunan tuzlarla reaksiyon sonucunda koyu renkli bir
iz elde edilir. Ekrin salgisindaki kloriir ile giimiis nitratin tepkimeye girmesiyle
giimiis kloriir meydana gelir. Bu sayede ortaya ¢ikan gelismis iz ultraviyole bir 151k

kaynagi altinda goriiniir hale gelecektir (Sevim, 2002).
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1.5 Gériinmeyen Izlerin Gelistirilmesinde Alternatif Bir Yontem: Sputtering

1.5.1 Sputtering (Sa¢tirma) Olay1

Kat1 haldeki bir hedef malzeme iizerine yiiksek enerjili iyon ya da notr
atomlarin  bombardimani sonucu, kati malzemeden atom veya molekiillerin

soktiirtilmesi islemi sagtirma (Sputtering) olarak adlandirilir (Pauleau, 1994).

Hedef malzemenin yiizeyindeki atomlarin yiiksek enerjili pargaciklarin
carpismasi sirasinda bir geri tepme meydana gelir. Bu islem sirasindaki enerjik
parcaciklar, iyonlar ve ndtr atomlar olabildigi gibi elektronlar, fotonlar veya

notronlar da olabilir (Sekil 1.5.) (Wasa ve ark., 2004).

iyon u

hedef malzeme

0OO99®

hedef atomlan

J

Sekil 1.5. Fiziksel Sagtirma Islemi.

Hedef malzeme bu gibi yiiksek enerjili parcaciklarla bombardiman edildiginde,
sacilan atomlarin bazilar1 yilizey boyunca gegis yapar. Bu olaya iyon implantasyonu
ya da gecis sagilmasi denir. Katot sagilmasi, katot disentegrasyonu ve etki
buharlagsmasi da benzer anlamdadir. Sa¢tirma olaymi ilk olarak Bunsen ve Grove

(1852), bir gaz bosalim tiipii i¢erisinde hedef malzemenin ytiksek enerjili iyonlar ile
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etkilesimiyle sactirilip katot malzemesinin desarj tiipliniin i¢ duvarinda kaplandiginm

gormiislerdir (Sekil 1.6.).

4 ’
Sekil 1.6. Sactirma Odacig1 I¢ Duvarinda Sagtirilnus Malzeme Birikimi (Ankara
Universitesi, 2011).

O zamanlar bu islem, desarj tiipiiniin ve katodun zarar gérmesine neden oldugu
icin istenmeyen bir durum kabul ediliyordu. Bugiin ise sputtering, yiizey analizi,
asindirma, temizleme ve ince film kaplama islemlerinde siklikla kullanilan bir

yontemdir (Wasa ve ark., 2004).

Sactirma islemi, kullanim alanlarina goére farklilik gostermekle birlikte,
istenilen ama¢ dogrultusunda malzeme cesitliligi agisindan farkli sistemlerin ortaya
¢ikmasina yol agmakla birlikte malzemenin yapisindan kaynaklanan sagtirma
isleminin verimi de degisik sonuglar ortaya koymustur. Sagtirma i¢in iki kuramsal

model onerilmistir.

1. Termal buharlagsma kurami: yiiksek enerjili iyonlarin bombardimanindan
dolayr buharlasma olmasi i¢in hedef malzemenin yiizeyinin Yyeterince

1sitilmast prensibine dayanir.
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2. Momentum transfer kurami: iyonlarin kinetik momentinin, hedef malzemenin
yiizey atomlarina aktarilmasi sonucu, hedef malzemeden yilizey atomlarinin

salinmasi prensibine dayanir (McClanahan ve Laegreid, 1991).

Sagtirma isleminde esas sistem dogru akim sagtirmasi temelinde meydana
gelir, burada sistem, bir ¢ift diizlemsel elektrottan olusup elektrotlarin bir tanesi
soguk katot digerini ise anot olusturur. Hedef malzemenin farkliligina ve kullanilan

giic kaynagina gore farkli sistemler olusturulabilir (Wasa ve ark., 2004).

1.5.2 Dogru Akim Parlama Bosalmasi

Anot ve katottan olusan vakumlu bir sistemde, vakumlu odaciga argon gibi asal
gaz verildiginde Sekil 1.7.’deki iist ve alt elektrot arasinda bir parlama desarji
meydana gelir. Belirli bir gerilimde parlama bosalmasi olusmasi olayma plazma

denir.

[ Ust Elektrot ]

— Gl Kaynagi @ Elektronlar

T > = ®
_ 5 =R @
® ® ] s
. = _ e —— = Dogru Akim
lyonlar Parlama Bosalmas:i
[ Alt Elektrot ]

Sekil 1.7. Dogru Akim Parlama Bosalmasi.
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1.5.3 Sa¢tirma Cesitleri

Ince film kaplama isleminde, sisteme, dogru akim, radyo frekans1, iyon 1511 ya
da manyetik alan eklenerek verim arttirilabilir ki bu metotlara diyot sag¢tirma

tekniginin gelistirilmis halleri denebilir (McClanahan ve Laegreid, 1991).

1.5.4 Dogru akim (D.C.) diyot sactirma

Bu sistem soguk katot ve anottan olusan bir ¢ift diizlemsel elektrottan olusur.
Katotta hedef malzeme (target; kaplama materyali), anotta ise yilizeyi kaplanacak
malzeme konulur. Hedef malzemenin zarar gormemesi i¢in katodun arka kismi su
sogutmali olmalidir. Anotta ise kaplanacak malzeme kosullarina gore 1sitmali bir
tasarim tercih edilebilir. Odacik igerisine (vakumlu ortam) argon gibi bir asal gaz
gonderildiginde ve katot ile anot arasina dogru akim verildiginde, bir parlama desarji
yani plazma olayr meydana gelir. Argon iyonlar1 parlama desarjinda katot duvarina
hizlandirilir ve hedef malzeme, kaplanacak malzeme iizerine sagtirtlir yani anottaki
alt tabakaya (substrate) ince film kaplama islemi gerceklesir (Wasa ve Hayakawa,
1992).

1.5.5 Radyo frekans (R.F.) diyot sa¢tirma

Dogru akim diyot sagtirma sistemindeki kaplama malzemesi yalitkan olursa,
yalitkanin bir ylizeyindeki pozitif iyonlar i¢in plazma olusumunun siiresini kisaltacak
6l¢iide ani bir engel olusur. Plazmanin devam etmesi i¢in radyo frekans geriliminin
uygulanmasi islemi, radyo frekans sagtirma sistemini olusturan bu sistemi ilk kez
1933’te Robertson ve Clapp kullanmislardir (Wasa ve Hayakawa, 1992; Ohring,
1992).
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1.5.6 Iyon 151h sa¢tirma

Plazma olay1 esnasinda gaz basimcinin yiiksek olmasindan dolayr gaz
molekiilleri, sagilan pargaciklarin isinlamasina yol agar ve kaplanan ince filmlere gaz
molekiilleri de girer. Bu sistem, iyonlarmn iyon kaynaginda iiretilmesi prensibine
dayanir ve kaplama malzemesi, ayr1 ve vakumlu bir odacikta iyon 1simiyla etkilesime
girer (Bunshah, 1994).

1.5.7 Manyetik alanda sactirma

Ilk olarak 1935 yilinda, Penning’in bir dogru akim desarj tiipiine manyetik alan
uygulamasi sonucu ortaya ¢ikmistir. Gaz basincinin diisiik olmasi sonucu elde edilen
filmlerin daha hizli kaplandigi ve daha kaliteli filmler elde edildigi sonucuna
ulasilmistir (Wasa ve Hayakawa, 1992).

B manyetik alaninda bir elektronun hareketi Sekil 1.8.’de gosterilmistir.

B manyetik alan

\

Elektron

Sekil 1.8. Magnetik Alan Icerisinde Elektron Davranisi (Wasa ve Hayakawa, 1992).
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Elektronun, manyetik alandaki (B) yoriingenin yarigapi;
r =mv/eB (1.1)

bagmtisiyla bulunur. Burada v siiriiklenme hizi, m elektron kiitlesi, e elektron yiikii

ve B manyetik alani ifade eder (Wasa ve Hayakawa, 1992).

Elektronun donme agisal hizi;
w = eB/m (1.2)

seklinde olup sagilma cihazina elektrik alan ve manyetik alan ayni anda uygulanir ve
miknatisin bir kutbu kaplanacak malzemenin merkezine, diger kutbu ise kenar
kisimlara yerlestirilirse elektrik ve manyetik alanlar birbirine dik olur (Cansever,
2001; Wasa ve Hayakawa, 1992).

Manyetik ve elektrik alanda hareket eden elektronlar ve soy gaz iyonlar1 Sekil
1.8.’deki gibi bir yoriingede hareket ettiklerinden dolayr iyonlarin etkilesme
ihtimalleri artacagindan, elde edilen ince filmin kalite ve kaplanma hizinin da

tyilestirilmesini saglar.
Bu yontemin fiziksel agiklamast;

F=m< = —q(E+7xE) (1.3)

Lorentz bagintisiyla yapilir. Burada F kuvvet, m elektron kiitlesi, q elektron
yiikii, E elektrik alan, v elektron hizi ve B manyetik alani ifade eder. Gaz basincinin
diisiik seviyede calisilmas1 ve sisteme diisiik voltaj verilmesi sebebiyle sagtirma
yontemi yaygin kullanilan alternatif bir metot haline gelmistir (Vossen ve Kerner,
1991).
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1.6 Gozeneksiz Yiizeylerde Sactirma Yontemiyle Kaplama

Gozeneksiz ylizeyli bir materyalde parmak izi calismasi yapilirken bir¢ok
yontem ve bu yontemlerin maliyet, zaman ve ortaya ¢ikacak {iriin konusunda gerekli
0zen gosterilmelidir. Burada bahsedilen iiriin kimi zaman goriiniir hale getirilmis izin
tanimlanabilir 6zelliklerinin sayisi, kimi zaman ortaya ¢ikan izin berraklik yani

netligidir (Turner ve ark., 2010).

Yapilan bazi c¢aligmalarda dogru akim sagtirma tekniginde latent izlerin
gelistirilmesi i¢in hedef malzeme olarak bakir (Cu), ¢inko (Zn), platin (Pt) ya da altin
(Au) kullanilmistir (Kent ve Stoilovic, 1995).

1.7 Hukuki Mevzuatta Parmak izi

Bir sugun failinin ya da faillerinin ortaya ¢ikarilmasi; sugun aydinlatilmasi
acisindan olay yeri incelemesi ve kimlik tespit i¢in parmak izi konusunda mevzuatta
CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu), PVSK (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu)
ilgili maddeleri ve Jandarma Tegkilati Gorev ve Yetkileri Yonetmeligi’nin ilgili

maddelerinden kaynakli yetkiye dayanilir.

1.7.1 Ceza Muhakemeleri Kanunu

5271 sayili Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 81. maddesinde Fiziki Kimligin

Tespiti bashiginda;

“(1) Ust smr1 iki y1l veya daha fazla hapis cezasii gerektiren bir suctan dolayi
stipheli veya sanmigin, kimliginin teshisi i¢in gerekli olmasi halinde, Cumhuriyet

savcisinin emriyle fotografi, beden olgiileri, parmak ve avug i¢i izi, bedeninde yer
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almig olup teshisini kolaylagtiracak diger ozellikleri ile sesi ve goriintiileri kayda
alinarak, sorusturma ve kovusturma islemlerine iliskin dosyaya konulur.

(2) Kovusturmaya Yyer olmadig1 kararina itiraz siiresinin dolmasi, itirazin reddi,
beraat veya ceza verilmesine yer olmadig: karar1 verilip kesinlesmesi hallerinde soz
konusu kayitlar Cumhuriyet savcisinin huzurunda derhal yok edilir ve bu husus
tutanaga gecirilir” denilmistir.

Buradan hareketle tizerinde kimlik bilgilerinin yazili oldugu bir belge
tasimayan ya da sinir kapilari gibi yerlerde yanlis kimlik bilgisi beyan eden sahislari
kimlik tespiti sirasinda alinan parmak izi islemi esnasinda sahsin daha dnce herhangi
bir sugtan aranmasi kaydmin ¢ikmasi durumunda, parmak izinin Onemini

olusturmustur (Ceza Muhakemeleri Kanunu 81. Madde).

1.7.2 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu

2559 sayili Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun “Parmak izi ve
fotograflarin kayda alinmasi” basligi 5. maddesinde;
“Polis;
a) Goniilli,
b) Her cesit silah ruhsati, siiriicli belgesi, pasaport veya pasaport yerine gecen belge
almak i¢in bagvuruda bulunan,
c) Basta polis olmak {iizere, genel veya 6zel kolluk gorevlisi ya da 6zel giivenlik
gorevlisi olarak istthdam edilen,
¢) Tiirk vatandasligina basvuruda bulunan,
d) Siginma talebinde bulunan veya gerekli goriilmesi halinde, iilkeye giris yapan sair
yabanct,
e) Gozaltina alinan, kisilerin parmak izini alir (Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu
5. Madde).
Birinci fikraya gore alinan parmak izi, ait oldugu kisinin kimlik bilgileri ile birlikte,
ne zaman ve kim tarafindan alindigi belirtilmek suretiyle, bu amaca 6zgili sisteme
kaydedilerek saklanir. Ancak, parmak izinin hangi sebeple alindigi sisteme
kaydedilmez. Olay yerinden elde edilen ve kime ait oldugu heniiz tespit edilemeyen

parmak izleri, kime ait oldugu tespit edilinceye kadar, ilgili sorusturma dosya
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numarast ile birlikte sisteme kaydedilir. 5271 sayili Ceza Muhakemesi Kanununun
81 inci maddesi ile 5275 sayili Ceza ve Giivenlik Tedbirlerinin infazi Hakkinda
Kanunun 21 inci maddesi hiikiimlerine gore alinan parmak izleri de bu sisteme
kaydedilir. (a) bendi hari¢ birinci fikra ile dordiincii fikra kapsamina giren kisilerin
ayrica fotograflari alinarak, ikinci fikrada belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi
ile birlikte sisteme kaydedilir. Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, sugun
Onlenmesi veya yiiriitiilmekte olan sorusturma ve kovusturma kapsaminda maddi
gercegin ortaya c¢ikarilmasi amaciyla mahkeme, hakim, Cumhuriyet savcisi ve kolluk
tarafindan kullanilabilir. Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden
alinan parmak izini karsilagtirmak amaciyla dogrudan bu sistemle baglant1 kurabilir.
Sistemde kayithi bilgilerin hangi kamu gorevlisi tarafindan ve ne amagla
kullanildiginin denetlenebilmesine imkan taniyan bir gilivenlik sistemi kurulur.
Sistemde yer alan kayitlar gizlidir; altinc1 ve yedinci fikralarda belirlenen amaglar
disinda kullanilamaz. Sisteme kayithh olan parmak izi ve fotograflar, kisinin
6liimiinden itibaren on yil ve her halde kayit tarihinden itibaren seksen yil gectikten
sonra sistemden silinir. Parmak izi ile fotograflarin sistemde kaydedilmesi ve
saklanmas1 ile bu kayitlardan yararlanmaya iliskin diger esas ve usiller, Igisleri
Bakanlig1 tarafindan Adalet Bakanliginin goriisii alinarak ¢ikarilacak yonetmelikle
diizenlenir.” denilmistir. Kisinin élimiinden sonra on yil ve toplamda seksen yil
gectikten sonra silinme isleminin 6neminin, 6len kisilerin daha 6nce karismis oldugu
suclarin aydinlatilmasi, seksen yillik siire igerisinde ise kisi ya da kisilerin veri
tabanindaki mukayese izlerinden yola ¢ikarak olay yeri izlerinin aydinlatilmasina

olanak saglamasidir.

1.7.3 Jandarma Teskilati Gorev ve Yetkileri Yonetmeligi

Yonetmeligin 37.maddesinde;
“Jandarma;
a. Cumbhuriyet Savciliklarinca; Tiirk Ceza Kanununa gore agir hapis cezasini

gerektiren ya da kamunun giiveni ve mal aleyhine islenmis suglarla her tiirlii
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kacakeiliktan otiirii; hakkinda sanik sifatiyla ceza kovusturmasina baglanan ya da

mahkum olanlar ile serseri ve siiphelilerin,
b. Yabanci memleketlerden TURKIYE'ye kacanlarin ya da smirdisi edilenlerin,
c¢. Kimligini kanitlayamayanlarin,

d. Fuhus ya da fuhus yiiziinden bulasan hastaliklarla miicadele mevzuati hiikiimlerine
gore; kendilerine (Genelev sahibi), (Birlesme yeri sahibi) ve (Genel kadin) adi
verilenlerin ve itiyat nedeniyle ya da menfaat kastiyla kendilerini baskalarinin
zevkine terkedenlerin; fuhus konusunda araciligi itiyat edenlerin, beyaz kadin

ticaretiyle ugrasanlarin ve genel kadin patronlarinin,

e. Cumhuriyet Savciliklari, askeri savciliklar, adli ve askeri mahkemelerce bir
konunun incelenmesi ve sorusturulmasi i¢in, parmak izlerinin ve fotograflarinin
alinmasinda gerek ve zorunluluk olanlarin; parmak izlerini ve fotograflarini, almaya
ve aldirtmaya yetkilidir” denilmistir (Jandarma Teskilati Gorev ve Yetkileri
Yonetmeligi 37. Madde).

1.8 Olay Yeri Incelemesi ve Parmak izi

Olay yeri inceleme, adli bir olay meydana geldikten sonra olayin meydana
geldigi yerde uygun zaman araliginda incelemek ve neticesinde delil olabilecek
bulgu ya da bulgulari toplama islemidir. Bir sugun olusup olusmadiginin tespiti, sugu
gerceklestiren sahis ya da sahislarin kimlik ya da yer tespiti, ortada bir su¢ varsa,
sucu delillendirmek ve sugun iglenis yontemi belirlemek olay yeri incelemesinin

amaglarini olusturur (Eryilmaz, 2003).

Bir su¢ meydana geldikten sonra ilgili sorusturma biriminin talebi ya da savcilik
talimat1 dogrultusunda;
e 2559 Sayil1 PVSK 5.Madde,
e 5271 Sayili Ceza Mahkemesi Kanunu
e 01/08/2008 Tarihli Emniyet Genel Miidiirliigii Olay Yeri inceleme ve Kimlik
Tespit Birimleri Yonetmeligi

esaslarina dayanilarak olay yeri incelemesi yapilir.
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Burada 5271 sayili Ceza Muhakemeleri Kanununun 160. maddesi, Sorusturma
islemleri basliklt ikinci boliimiin “bir sugun islendigini 6grenen Cumbhuriyet

Savcisinin gorevi” alt baglhiginda olay yeri incelemesinden su sekilde bahseder;

“(1) Cumhuriyet savcisi, ihbar veya baska bir suretle bir sugun islendigi izlenimini
veren bir hali 6grenir 6grenmez kamu davasini agmaya yer olup olmadigina karar

vermek lizere hemen igin gercegini arastirmaya baslar.

(2) Cumbhuriyet savcisi, maddi gergegin arastirilmasi ve adil bir yargilamanin
yapilabilmesi i¢in, emrindeki adli kolluk gorevlileri marifetiyle, siiphelinin lehine ve
aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altina almakla ve siiphelinin haklarini

korumakla yiikiimlidiir” denilmektedir.

Polisin Adli Gorevlerinin  Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanmast,
Muhafazas1 ve Ilgili Yerlere Gonderilmesi Hakkinda Yonetmelik’te olay yeri

incelemesinin sistematik bigimi su sekildedir:

“Madde 6 - Olay yerinin ilk incelenmesi, gézlem yoluyla yapilir. Bu incelemede sug

saniklariin

a) Giris yeri ile bu yere nasil girildiginin,

b) Asil saldir1 hedefinin,

¢) Giris yeri ile asil saldir1 hedefi arasinda izledigi yolun,
d) Cikis yerinin,

e) Asil saldir1 hedefi ile ¢ikis yeri arasinda izledigi yolun,
f) Ugrayabilecegi diger yerlerin,

tespiti yapilir.
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Bu tespitten sonra yontem kullanarak (Belirli bir nokta se¢ilmek ve belirli bir
istikamete dogru hareket edilmek suretiyle yukaridan asagiya bolgelere ayirarak,

distan ige daire ¢izerek vb.) olay yerinin ayrintili incelenmesine gegilir.
Bu inceleme sirasinda olay yerinde;

a) Su¢ saniklarinin veya magdurun bedeninden diisebilen veya akabilen madde ve

pargalar (kil, kan, tirnak...gibi),

b) Su¢ saniklarinin veya magdurun iizerinden diisebilen parcalar (diigme, mendil,

kravat, not defteri...gibi),

¢) Sug saniklarina ait ve sugu islemeye elverigli vasitalar (Atesli veya atessiz silahlar,

mermi ¢ekirdegi, kovan, maymuncuk, kalip... gibi),

d) Su¢ saniklarinin veya magdurun ve ilgililerin mekan itibariyle biraktiklari izler

(parmak izi, ayak izi, dis izi, beden izi, bogusma izleri... gibi),

e) Olayin aydinlatilmasina ve su¢ saniklarinin belirlenmesine yarayacak diger
hususlar (sug¢ unsuru tasiyan bildiri, brosiir, dergi, afis, kitap vb. ile bunlarin yazim

ve basiminda kullanilan daktilo, teksir makinasi .. gibi),

Belirlenir, etiketlenir ve not edilir. Bu islem sirasinda delillerin kaybolmamasina,
bozulmamasina, yerlerinin degistirilmemesine dikkat edilir. Olay yeri incelemesinde,

olay yerinde sorusturma grubundan baskasinin girmesine izin verilmez.”

Olay yeri olarak bahsedilen kisimda, “b” bendindeki not defteri, “c” bendindeki
atesli silahlar ve bunlara ait kovan, sarjor vb. ekipmanlar, “e” bendindeki dokiiman
ve makinalar lizerindeki parmak izleri “d” bendine vurgu yaptigi gibi olay yeri

incelemesinde parmak izinin 6nemini ortaya koyar.
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1.8.1 Parmak Izi Acisindan Kriminal Olaylar

Tir, otobiis, is makinasi gibi araglardan yakit ve akii hirsizlig1 gibi olaylarda
hirsizligin gergeklestigi bolge olan yakit deposunun etrafinin yakitla kapl, yagli ya
da pasli olmasi, akiiniin bulundugu kismin ise asir1 tozlu olmasi parmak izi tespitinde
giicliikler olusturur. Bununla birlikte aracin i¢ kisimlarindan olan konsol (teyp ve
torpidonun oldugu 6n kisim), sert plastik piiriizlii yiizeye sahip dosemeler de izin
tespitinde dezavantajdir. Aracin diiz ve piiriizsiiz ylizeylerinden olan kaporta ve
camlar ise parmak izi tespiti i¢in uygun bélgelerdir. Hirsizlik sonrasinda arag
igerisinde yerleri degismis malzemeler de iz tespiti agisindan ipucu niteligi tasir.
Hirsizlik olaylarinin biiyiik bir boliimiinlin gece vakti gerceklestigi diistiniildiigiinde
olayr gerceklestiren sahislarin gecenin karanligindan faydalanmasinin yaninda
aydinlatmanin yetersiz oldugu konumlardan ayrica araglarin bulundugu konumlardan
faydalanmalar1 da s6z konusudur. Oyle ki sokakta duvar kenarma neredeyse bitisik
park edilmis bir otodan, cami kirilmak suretiyle gergeklestirilen bir hirsizlik olayinda
otonun kirik caminin (cam filmli ise) yiizeyinde, kirik camin oldugu kapinin i¢ agma
mandal1 yiizeyinde (parlak krom kaplamali ise) ya da olayr gerceklestiren sahsin
duvar dibine sigma ya da saklanma gayreti icerisindeyken olayin heyecaniyla otonun
alt kisimlarina dokunmus olma ihtimali yiiksek oldugundan bu kisimlarda parmak izi
tespit caligmasi yapilabilir. Burada kullanilacak yontem genellikle tozlama
yontemidir (OY1, 2015).

Adli olaylarin biiyiik bir boliimiinii olusturan hirsizlik olaylarindan bir kismi da
i yeri ve ikametlerde gerceklesmektedir. Buralarda yapilacak olay yeri
incelemesinde parmak izi elde etmek, olayin ne zaman meydana gelindiginin farkina
vartlmasi ve olay yerinin (dagmiklik vb. durumlar mevcutsa) giivenliginin
bozulmamasi 6nem arz eder. Bu tiir olay yeri incelemesinde, olayin 6nem boyutuna
gore yine agirlikli olarak tozlama yontemi kullanilmakla birlikte olay yerinden elde
edilecek bulgularin niteligine gore superglue yontemi ve diger metotlar da
calisilabilir (OY1, 2015).
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Yiksekten diisme gibi Oliimle sonuglanabilecek olaylarda yarali ya da
maktul/maktulenin diistiigii-itildigi alanda olay yeri ¢alismasi, olayin kriminal agidan
¢dziimlenebilmesi noktasinda biiyilk 6nem tasimaktadir. Oyle ki pencere, metal
korkuluk gibi yerlerden elde edilecek parmak izlerinin yonii olaym aydinlatilmasi
acisindan son derece Onemlidir. Burada parmak izinin yoniinden kasit, drnegin
pencere i¢ yiizeyinde elde edilen iz (parmak izi-avug izi) yan yiizeylerde ise bir
direnmenin isareti olabilecegi gibi pencerenin dis alt yilizeyinden elde edilecek ve
asag1 yonlii bir parmak izi burada pencereden sarkma konusunu giindeme getirecek
ve olaym kazara gerceklestigi yoniinde onemli bilgi verecektir. Bu tip alanlarda
kullanilan yontemler yine olayin dnemine (toplumda infiale yol agabilecek olaylar)

binaen cesitli olmaktadir (OY1, 2015).

1.9 AFIS-APFIS (Otomatik Parmak izi Teshis Sistemi)

Otomatik parmak izi tespit-teshis sistemi olarak tanimlanan sistem Onceleri
AFIS, daha sonra kullanilan sistem agisindan APFIS adini almisg, netice itibariyle
olay yerinden elde edilen parmak-avug izinin bu sistemde mukayesesinin yapilmasi

nedeniyle kriminal bir olayin aydinlatilmasi agisindan 6nem tagimaktadir.

Kriminal olaylar agisindan O6nem arz eden bir sistem olmasinin disinda,
cezaevlerinde bulunan hiikiimliilerin kayit altina alinmasi, sinir giivenligi kontrolii
islemlerinde, gilivenlik seviyesi iist diizey olan sistemlere erisim noktasinda, gogmen
kayd1 ve spor tesislerinde denetim konularinda da bu sistemden faydalanilmaktadir

(Miateknoloji, 2017).

AFIS ile ilgili ilk sistem 1924 yilinda FBI tarafindan kurulmus, ilk etapta
810.188 parmak izi kaydiyla baslayan bu sistem kurulusundan itibaren her yil
eklenen yeni kayitlarla birlikte 1960’larin basinda 15 milyona ulagmuis, ikinci diinya
savasindaki askeri kayitlardan 6tiirii bu say1 60 milyonu ge¢mistir. Tabii burada kayit
edilen parmak izleri kisi bazinda diisiiniildiigiinde bu sayiy1 on ile garpmak gerekir ki
bu da bir tasnif sisteminin olusturulmasi ve ¢oziimlemesi yapilmasi esnasinda biiyiik
is yuki getirmis, is yiikiiniin listesinden gelmek i¢in insan kaynaklarinda biiylimeye

gidilmistir. Is yiikiiniin artmasi sonucunda iz tespitinde bir siniflandirma ihtiyaci
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hissedilmis, buradan hareketle karakteristik bilgilerin indirgemesi ve veri tabaninda
arama yapmak icin ize karsilik gelecek yiiksek olasilikli aday listesinin olusturulmasi

gibi bir yaklagima ihtiya¢ duyulmustur (Cole, 2001).

1960’1 yillarin basinda Amerika Birlesik Devletleri'nde FBI, Ingiliz
Hiiklimeti, Fransa’da Paris Polisi ile Japonya Polis Teskilati, otomatik parmak izi
tanimlama sistemi gelistirmek i¢in Onayak olmuslardir. 1963’te FBI Kimlik
Bolimii’nde gorevli bir ajan, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitiisii (NIST:
National Institute of Standards and Technology) miihendislerinin yardimiyla manuel
bir sistem gelistirmisler ve bu sisteme gore izlerin kiyaslanmasinda g¢atal ve ug
kisimlan (karakteristik 6zellikler) kiyaslamasi yapilarak topolojik olarak iki parmak
izinin 6zdes oldugunu gostermislerdir ki bu da ayni kisinin aym1 parmagi olarak
sistemde kayda gegirilmistir. Buradan hareketle bilgisayarli bir sistemin varligiyla
parmak izi tanimlamasinin miimkiin olduguna inanilmis ve bunun gergeklesebilmesi
icin oncelikle miirekkepli bir parmak izi goriintiisiinii elektronik olarak okuyacak bir
tarayicinin  (Sekil 1.9.) gelistirilmesi, daha sonra bu gorintiiddeki karakteristik
ozellikleri (hat, ada, catal, nokta gibi) dogru algilayip tespit etmek ve son olarak bir
aday karsilastirma listesi ¢ikarmak konulari esas konularin teskil etmis ve bu esaslara
dayanarak calisan bir sistem siiregelen on bes yil icerisinde parmak izi eslestirme

yazilimi olarak FBI ve diger kollukta yerini almistir (Moore, 1991).

LS cihazi

Bilgisayar

—_———=
Cihaz iz transfer
ekrami

Sekil 1.9. Livescan Tarama Cihaz1 Semas1 (OY1, 2015).

APFIS sisteminin amaci, olay yeri parmak-avug izi ile on parmak (mukayese

iz) izlerin depolanmasini ve g¢alistirilmasini saglayarak aninda kimlik tespiti, suga
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bulagmis kisilerin tespiti ve ayni sahis tarafindan islenen suglarin birlestirilmesini
saglamaktir. Halihazirda Emniyet Genel Miidiirliigii, Emniyet Genel Miudiirliigi
Bilgi Teknolojileri, Emniyet Genel Miidiirliigi Kriminal Daire Bagkanhigi ile
Jandarma Genel Komutanligi APFIS sistemini kullanmaktadir. Hem parmak hem
avug izi agisindan %91 oraninda data testleri ile dogru adayi ilk sirada getirme ve 30
milyon kayit arasindan on saniyeden kisa bir siire igerisinde sorgu tamamlama
Ozelligi bulunan sistemle is yilkii cok fazla olsa bile ¢ok hizli sonuglar

alinabilmektedir (PAPILON, 2017).
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2. GEREC VE YONTEM

Olay yerinden elde edilen parmak izlerinin gelistirilmesinde, parmak izi
caligmas1 yapilacak yiizeylere gore olay yerinde ve kriminal laboratuvarlarinda
bircok yontem kullanilmaktadir. Bu yontemler parmak izinin gelistirilmesi sirasinda
kullanilan kimyasal maddeler nedeni ile uzman kisilerin sagligini olumsuz yonde
etkileyebilir. Tez ¢alismamizda kullanilan sagtirma metodu, bu yontemlere alternatif
bir yontem olarak onerilmektedir. Bu yontemle (sagtirma) elde edilen parmak izleri
ve diger yontemlerle elde edilen parmak izlerinin goriintirlik (kalite-netlik) ve
karakteristik 6zellik sayisi parametlerinin karsilastirmasi amaglanmistir. Bu ¢aligma
Ankara Universitesi, Saglik Bilimleri Enstitiisii’niin 13.07.2016 tarih ve 27/1136

Karar Sayil1 Yonetim Kurulu Karari ile kabul edilerek gergeklestirilmistir.

2.1 Cam Numuneler Uzerine Parmak izi Birakilmasi

Tim cam yiizeyler (numuneler) iizerine birakilacak parmak izleri i¢in aym
ortam sartlarina sahip laboratuvar secilmis, boylece nem ve kontaminasyon gibi
parametrelerin farklilik gdstermesi engellenmeye calisilmigtir. Ayn1 kisiye ait sag el
isaret parmagi, burnun her iki yanina siiriildiikten sonra ayni boyutlardaki 64 adet
temiz cam ylizeyler iizerine parmak izi birakilmigtir. Asagida mukayese edilecek
parmak izinin fotografi gosterilmistir (Sekil 2.1.). Mukayesesi yapilacak parmak
izleri Gaziantep Olay Yeri Inceleme Sube Miidiirliigii APFIS laboratuvarinda
bulunan parmak izi teshis sisteminde bire bir yani mukayese parmak izi sistemden
getirilerek, farkli aday izlerin ¢ikmasi engellenerek tablo haline getirilmistir.
Mukayese tablosu olusturulurken APFIS sistemi, iki parmak izinin birbiriyle ayni
karakteristik Ozelliklerin eslesmesini yapmaktadir. Burada esas olarak mukayese
edilen parmak izinin merkezindeki karakteristik 6zellik (ada, hat, catal, nokta gibi)
secilir ve sistem, bu 0Ozellige gore papil sayimi yaparak yakinindaki bir baska
karakteristik noktaya ulasarak referans izdeki karakteristik 6zelliklerle uyusmasina

gore mukayese tablosu olusturur.
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Calismamizda referans olarak kullanilan (sag el isaret parmagi) parmak izi Sekil
2.1°de gosterildigi gibi olup sar1 nokta ile ifade edilen her bir nokta karakteristik
ozelligi gostermektedir. Toplam 37 (otuz yedi) karakteristik 6zellik sayisina sahip
referans parmak izinin deney gruplarindan elde edilen her bir parmak izi ile

mukayesesi yapilmistir.

Sekil 2.1. Mukayese Parmak Izi.

Olay yeri incelemesinde parmak izlerinin tespitinin zamana baglh olarak ters
orantili bir seyir izledigi disiiniiliirse, zaman parametresinin mukayeseye etkisinin
arastirilmasi on planda tutulmus olan bu ¢alismada tozlama, superglue ve sagtirma
metotlarinin uygulanacagr 1*26*76 (mm) boyutlarindaki (cam yiizeyler) 64 adet
numuneye parmak izi birakilmistir. Tozlama yontemi i¢in agir siyah parmak izi tozu

fiberglass filament fir¢a yardimiyla 16 adet cam numune iizerine hafif dondiirmek
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suretiyle uygulanmistir. Superglue uygulamasi i¢in SIRCHIE marka tek kabinli ¢ok
aparatlt duman odasi (fuming chamber) kullanilmis olup uygulama parametreleri

olarak Cizelge 2.1.’deki kosullarda kaplama islemi gergeklestirilmistir.

Cizelge 2.1. Cam Yiizeylere Superglue Uygulanmasindaki Sistem Degiskenleri

Kaplama Siiresi Kabin I¢i Kabin Ici Nem  Alt tabaka Numune
(dk) Sicaklik (°C) Orani (%) sicakligi (°C) Sayisi
25 24 70 120 16

Sekil 2.2. Superglue Uygulama Kabini (Gaziantep, 2017).

Sactirma metodu igin Ankara Universitesi Fizik Miihendisligi Yariiletken
Fizigi Laboratuvarinda bulunan el yapimi D.C. Magnetron Sputtering (D.C.
manyetik sactirma) cihazi (Sekil 2.3.) kullanilmis olup cam numuneler cihazin anot

kismina yerlestirilmis, katot kisminda bulunan %99,9 safliktaki CuO (Bakir Oksit)
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target (hedef malzeme) yardimi ile Cizelge 2.2.°de gosterilen kosullarda CuO

kaplama islemi gerceklestirilmistir.

Sekil 2.3. El Yapimi (Hand-Made) Sagtirma (Sputtering) Aygiti, 1. Vakum Odasi
(Chamber), 2. Gaz Akis Aleti, 3. Alt Tabaka Sicaklik Deneticisi, 4. Cihaz Giivenlik
Lambasi, 5. Su Akis Alarmi, 6. Cihaz Anahtari, 7. Ince Ayar Gaz Vanasi, 8.
Molekiiler Pompa, 9. Atmosfer Valfi (Vana), 10. Transformator (Varyak), 11. Gaz
akis Hortumu, 12. Gerilimélger, 13. Akimolger
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Cizelge 2.2. Bakir Oksit (Cuo) Kaplama Islemindeki Sistem Degiskenleri
Kaplama Anot-katot ~ Argon Alttabaka  Gerilim  Vakum Numune

Siiresi mesafesi  akis hizt sicaklig V) (Torr) Sayisi
(saat) (cm) (sccm) (°O)
1 4 40 24 1500 1.5%10* 16
0.5 4 40 24 1500 1.5%10* 16

Elde edilen numunelerin fotograflama islemi, Nikon D5100 marka fotograf
makinast yardimiyla 11k kaynagi altinda yapilmig, daha sonra Photoshop CS5
programi ile numunelerin g¢ekilen fotograflarinin parmak izi tasnifine uygun hale

getirilmesi saglanmistir (Sekil 2.4.).

Istk kaynagi

Gug kaynagi

Sekil 2.4. Numunelerin Fotograflanmasini1 Gosterir Sablon.
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2.2 Kontrollii Deney Ortaminin Hazirlanmasi

Aym kisiye ait tek parmak izi 64 adet cam numune iizerine diiz basim (iz

birakilirken parmagin saga ve sola cevrilmesi engellenerek) seklinde basildiktan

sonra bu 64 adet izin 16’s1 yarim saatlik sagtirma yapilmak iizere ayrilmis olup diger

bir grup olan bir saatlik sagtirma yapilan 16 adet numune ile karakteristik 6zellik

say1s1 karsilastirmasi yapilmistir. Toplam 64 adet numune dort ayri gruba ayrilmistir.

Birinci grupta, 16 adet numunenin 4 adedi saf suda bekletilmeden, 4 adedi 2
saat saf suda bekletildikten sonra, 4 adedi 6 saat saf suda bekletildikten sonra,
4 adedi 24 saat saf suda bekletildikten sonra tozlama yontemi uygulanmus,
elde edilen izlerin fotograflamasi yapildiktan sonra karakteristik 6zellikleri
incelenmistir. Saf suda bekletilmeden (sifir saatlik numuneler) kaplanan
numulenelerde karakteristik 6zellik sayilar1 otuz yedi 6zellik sayis1 olarak
sayllmis olup iki saat, alt1 saat ve yirmi dort saat saf suda bekletilen

numuneler i¢in karakteristik 6zellik sayim1 ayr1 ayri yapilmistir.

Ikinci gruptaki numuneler igin aym1 bekletme siirelerine bagl kalinarak elde
edilen numunelere superglue yontemi uygulanmis, elde edilen izlerin

fotograflamasi yapildiktan sonra karakteristik 6zellikleri incelenmistir.

Ugiincii gruptaki numuneler i¢in ayn1 bekletme siirelerine bagli kalinarak elde
edilen numunelere bir saatlik sactirma yontemi uygulanmus, elde edilen

izlerin fotograflamasi yapildiktan sonra karakteristik 6zellikleri incelenmistir.

Doérdiincii gruptaki numuneler i¢in ayni bekletme siirelerine bagh kalinarak
elde edilen numunelere yarim saatlik sactirma yontemi uygulanmis, elde
edilen izlerin fotograflamasi1 yapildiktan sonra bir saatlik sactirma yontemi
uygulanan deney grubu ile mukayesesi yapilmis; ayni yontem uygulanan
deney grubu i¢in farkli kaplama zamani1 mukayesesi yapilmistir. Sekil 2.5.°te

deney akis semas1 gosterilmistir.
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1

16 adet numune

16 adet numune

1

Saf suds bekletimeyen &
numune

Saf suda 2 sask bekdetilen
& rumune

16 adet numune

Saf cuda 6 saat beidetilen
& numune

Sagtema Yontemi
{0.5 saat)

Sof suda 24 saat
bekletilen 4 numune

Sekil 2.5. Deney Akis Semasi.
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3. BULGULAR

Yapilan deneyler sonucunda elde edilen her bir parmak izinin, APFIS otomatik
parmak ve avug izi teshis sisteminde, Sekil 2.1.’de gosterilen mukayese parmak izi

ile bire bir mukayesesi yapilarak karakteristik 6zellik karsilastirmasi ¢aligilmustir.

3.1 Tozlama Yéntemi Uygulamas: Sonrasi Parmak Izlerinin Goriiniimii

Sekil 3.1.’de saf suda ayr1 bir 6rnegi yapilmis; 2 saat bekletildikten sonra
tozlama yoOntemi uygulanan cam yiizey iizerindeki parmak izinin 6rnek APFIS
mukayese tablosu gosterilmistir. Sekil 3.2.°de degisik bekleme siirelerine bagl
olarak tozlama yontemi uygulanan cam ylizeyler lizerindeki parmak izlerinin durumu
gosterilmistir. Burada birinci siitunlar sirasiyla parmak izi birakilan numunelerin saf
suda 2 saat, 6 saat ve 24 saat bekleme siiresine gore olusan durumlari, satirlar ise
sirastyla  birinci, ikinci, Ugiincii ve dordiincii grup (tekrar) parmak izlerini
gostermektedir.

Elde edilen parmak izleri icin APFIS’te, sisteme girilen ize en yakin 6zellikli
parmak izini, sistem kendisi secer. Sekil 3.1.°de goriildiigii gibi sag el isaret
parmaginin diiz basim hali (Sekil 2.1) yerine ayni parmagin ¢evrim hali yani sag ve
soldaki deltali kisimlarin1 da kapsayacak sekilde mukayese yapar ancak bu sonuca

etki etmez ¢iinkii mukayese edilecek izdeki karakteristik 6zellikler tespit edilir.
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Sekil 3.1. iki Saat Saf Suda Bekletildikten Son}a Tozlama Yo6ntemi Uygulanan Cam
Yiizey Uzerindeki Parmak Izinin APFIS Tablosu.

Ornek mukayese tablosunda goriildiigii gibi kullanict yani uzman personel
tarafindan girilen bir anahtar numaras ile soldaki gibi olay yeri parmak izini tarayici
yardimiyla sisteme girdikten sonra sistem, veri tabanindan otomatik olarak aday
parmak izleri listesi ¢ikarir. Bu listede her bir adayin 6rnek ize benzeme 6zelligine
gbre puanlamasi ortaya ¢ikar. Uzman personel dnce gozle izlerin lasso, wirbel ya da
ark iz olmas1 durumuna bakarak bir tasnif yapabilir. Daha sonra sistemde iki parmak
izinin karsilastirilmast ve karakteristik Ozellik sayist karsilikli belirlenerek ve

numaralandirilarak mukayese tablosu olusturulur.
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Sekil 3.2. Saf Suda Bekleme Siirelerine Gore Tozlama Yonteml Uygulanan
Numunelerdeki Parmak Izlerinin Goriinimii.

Sekil 3.1.’de gosterilen mukayese tablosunda, APFIS sisteminde maksimum
karakteristik Ozellik sayisini tespit edilebilir ancak sistem kullanicisi uzman kisi

tarafindan bu karakteristik nokta (O6zellik) sayist tablonun daha okunabilir hale
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gelmesi agisindan indirgenebilir zira Tirkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde kabul
goren karakteristik 6zellik sayist on ikidir. Sistemden indirgenen 6zellik sayisina ek
olarak biiyiite¢ yardimiyla elde edilen her bir parmak izinin karakteristik 6zellik
sayist yapilmis olup Cizelge 3.2.°de ayrintili olarak gosterilmistir. Saf sudaki
bekleme siirelerine gore tozlama metodu uygulanan cam ylizeylerden elde edilen
parmak izlerinin karakteristik O6zellik sayilart mukayesesini gosterir grafik Sekil
3.3.’te gosterilmistir. Grafikte, parantez icerisinde yazili veriler, o numuneden elde
edilen karakteristik ozellik sayisinin, referans ize ulasma oranmi (kazanim)

gostermektedir.

Sekil 3.3. Tozlama Yonteminde Elde Edilen Parmak izlerinin Karakteristik Ozellik
Sayilarinin Degisimi.

3.2 Superglue Yontemi Uygulamas: Sonrasi Parmak izlerinin Goriiniimii

Sekil 3.4.’te degisik bekleme siirelerine bagli olarak superglue yontemi
uygulanan cam ylizeyler lizerindeki parmak izlerinin durumu gosterilmistir. Cam
numuneler iizerine parmak izleri birakildiktan sonra, 6nce saf suda bekletilmeden,
daha sonra iki saat, alt1 saat ve yirmi dort saat saf suda ayr1 ayr1 bekletme islemi

uygulanan yiizeyler i¢in Cizelge 2.1.’deki parametrelere bagh kalinarak superglue
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kabininde bekletme islemi uygulanmistir. Sekil 3.4.’te gosterildigi gibi superglue
uygulanan cam ylizeylerin goriinimii kaplanan materyalin; japon yapistiricisinin

rengini almistir.

Saf sudaki bekleme siirelerine gore superglue metodu uygulanan cam
yiizeylerden elde edilen parmak izlerinin karakteristik 6zellik sayilart mukayesesini
gosterir grafik Sekil 3.5.°te gosterilmistir. Burada karakteristik 6zellik sayimi
yapilirken yalnizca APFIS veri tabani kullanilmamis ayni1 zamanda tiim izlerin tek

tek gozle (manuel) karakteristik 6zellik sayimi yapilmstir.
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Sekil 3.4. Saf Suda Bekleme Siirelerine Gore Superglue Yontemi Uygulanan
Numunelerdeki Parmak izlerinin Gériiniimii.
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Sekil 3.5. Superglue Yonteminde Elde Edilen Parmak izlerinin Karakteristik Ozellik
Sayilarinin Degisimi.

3.3 Sactirma Yontemi Uygulamasi Sonrasi Parmak izlerinin Gériiniimii

Sekil 3.6.’da degisik bekleme siirelerine bagli olarak bir saatlik siireyle
sactirma yontemi uygulanan cam ylizeyler lizerindeki parmak izlerinin durumu
gosterilmigtir. Gosterilen parmak izlerinin rengi tozlama ya da superglue
yonteminden farkli olarak sari-kirmizi karigimi bir renk olarak goriilmektedir. Bunun
sebebi sistemde kaplama malzemesi olarak kullanilan (CuO) bakir oksitin numuneler
tizerinde olusturdugu renk olarak degerlendirilmektedir. Saf sudaki bekleme
siirelerine gore bir saatlik siireyle sactirma metodu uygulanan cam yiizeylerden elde
edilen parmak izlerinin karakteristik 6zellik sayilari mukayesesini gosterir grafik

Sekil 3.7.’de gosterilmistir.
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Sekil 3.6. Saf Suda Bekleme Siirelerine Gore Bir Saatlik Siireyle Sagtirma Yontemi
Uygulanan Numunelerdeki Parmak izlerinin Goriiniimii.
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Sekil 3.7. Sac¢tirma (1 Saatlik) Yonteminde Elde Edilen Parmak izlerinin
Karakteristik Ozellik Sayilarinin Degisimi.

Sekil 3.8.°de degisik bekleme siirelerine bagli olarak yarim saatlik siireyle
sactirma yontemi uygulanan cam yiizeyler lizerindeki parmak izlerinin durumu
gosterilmistir. Burada da yine bir saatlik sactirma yonteminde oldugu gibi CuO

kaplama malzemesine bagli olarak sari-kirmizi bir renk olusumu gézlenmistir.

Saf sudaki bekleme siirelerine gore yarim saatlik siireyle sactirma metodu
uygulanan cam yiizeylerden elde edilen parmak izlerinin karakteristik 6zellik sayilari

mukayesesini gosterir grafik Sekil 3.9.’da gosterilmistir.
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Sekil 3.8. Saf Suda Bekleme S
Yontemi Uygulanan Numunelerdeki Parmak Izler
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Sekil 3.9. Sactirma (0.5 Saatlik) Yoénteminde Elde Edilen Parmak izlerinin
Karakteristik Ozellik Sayilarmin Degisimi.

3.4 Yontemler Aras1 Kalite ve Karakteristik Ozellik Sayis1 Karsilastirmas:

Cizelge 3.1.°de elde edilen tiim parmak izlerinin karakteristik 6zellik sayilari
ve goriintii kalitelerine gore degerlendirmesi gosterilmistir. Siniflandirma yapilirken
karakteristik Ozelliklerinin sayilari yerine elde edilen parmak izlerinin goriintii
netligi, izin karakteristik noktalarinin okunabilirligi degerlendirilmeye alinmustir.
Karakteristik 6zellikleri (ada, nokta, ¢atal, hat) gozle net olarak goriiniir izler i¢in A
kalite, goriintli netligi zor okunabilen izler i¢in C kalite siniflandirmasi yapilmstir.
Cizelge 3.1. ile Cizelge 3.2. birlikte degerlendirildiginde, 6rnegin 6 saat saf suda
bekletilen 1.parmak izi i¢in karakteristik 6zellik sayis1 17 iken C kalite, 4.parmak izi
icin karakteristik ozellik sayis1 18 iken B kalite degerlendirilmesi yapilmistir ¢linkii
burada, Sekil 3.2.’de goriildiigii lizere elde edilen parmak izlerinin goriintii netligi
(okunabilirligi) esas alinmistir. Tozlama, superglue ve bir saatlik sagtirma yontemi
uygulanan numuneler i¢in yilizdelik kalite degerlendirmesi grafikleri sirasiyla Sekil
3.10-12’de gosterilmis, yarim saatlik sagtirma yontemini de kapsayacak sekilde tiim

sistemlerin kalite karsilastirmast Sekil 3.13.’de gosterilmistir.
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Cizelge 3.1. Elde Edilen Parmak izlerinin Netlik Karsilastirmas1 (A: Iyi kalite, B:
Orta kalite, C: Kotii kalite).

Saf Suda Numunelere
Bekletme Birakilan Tozlama Superalue Sact
Siiresi Parmak perg agtirma
(saat) Izleri (0.5 saat)
. B C A
1.Parmak Izi
. A A A
2.Parmak Izi
2 saat . A A A
3.Parmak Izi
. A A A
4 Parmak Izi
. C B A
1.Parmak Izi
. A A A
2.Parmak Izi
6 saat ' B C A
3.Parmak Izi
. B B A
4 Parmak Izi
. A A A
1.Parmak Izi
) A C A
2.Parmak Izi
24
saat - B C A
3.Parmak Izi
) A B A
4 Parmak Izi

Tozlama yontemiyle elde edilen parmak izlerinin tamaminda 12 karakteristik
Ozellik sayist ve tlizerine ulasilmis dolayisiyla elde edilen tiim izlerin (%2100)
mukayeseye elverisli oldugu goriilmistiir. Sekil 3.10.’da bu yontemle elde edilen

yirmi adet parmak izinin kalite degerlendirmesi gosterilmistir.
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H A Kalite iz
m B Kalite iz

m C Kalite iz

Sekil 3.10. Tozlama Yonteminde Elde Edilen Parmak Izlerinin Kalite
Degerlendirmesi.

Superglue yontemiyle elde edilen parmak izlerinin %83,33 (10/12)’liik
kisminin mukayeseye elverisli oldugu goriilmiis olup Sekil 3.11.’de bu yontemle elde

edilen yirmi adet parmak izinin kalite degerlendirmesi gosterilmistir.

H A Kalite iz
H B Kalite iz

m C Kalite iz

Sekil 3.11. Superglue Yonteminde Elde Edilen Parmak izlerinin Kalite
Degerlendirmesi.
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Bir saat sagtirma metodu uygulamasi sonrasi elde edilen parmak izlerinin
%83,33 (10/12)’lik kismimin mukayeseye elverisli oldugu goriilmiis olup Sekil
3.12.de bu yontemle elde edilen yirmi adet parmak izinin kalite degerlendirmesi

gosterilmistir.

B A Kalite iz
| B Kalite iz

m C Kalite iz

Sekil 3.12. Bir Saat Sactirma Metodu Uygulamasi Sonrasi Elde Edilen Parmak
Izlerinin Kalite Degerlendirmesi.

Yarim saat sactirma metodu uygulamasi sonrasi elde edilen parmak izlerinin
tamaminin mukayeseye elverisli ve A kalite oldugu goriilmiis olup Sekil 3.13.’te elde

edilen tiim parmak izlerinin kalite degerlendirmesi gosterilmistir.
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Sekil 3.13. Tiim Parmak Izlerinin Kalite Degerlendirmesi.

Cizelge 3.2. Elde Edilen Parmak Izlerinin Mukayese Sonuglari.

Genel Mukayese Uygulanan Yontemdeki Karakteristik Ozellik Sayisi-izdeki Kayip Orani-Mukayeseye
Elverislilik (Referans iz Karakteristik Ozellik Sayis1:37)
e 2] 2] 214 S
< | F < ¥ 3 = || < | F
SaLIS:;Jr(ia Numunelere g s | = 103: = = = R v = = 5| %
SIS Birakilan Parmak = S | = S S = = S | = ES S =
Stiresi Ao o 5] Z =% 2 g Z S i
Izleri = =3 5 3 & 5 = = 5 5 =Y 5
z | =2 z | = > g2 & | =
M &) N m ! M &) M 55
1.Parmak izi 32 135 | +| 12 676 | + 20 459 | +| 31 16,2 | +
2.Parmak Izi 35 54 | +| 25 324 | + 27 27 +| 31 16,2 | +
2 saat 3.Parmak Izi 29 216 | +]| 29 216 | + 13 649 | +| 29 216 | +
4 Parmak Izi 26 297 | +]| 29 216 | + 25 324 | +| 30 189 | +
Ortalama 30,5 | 1755 | +| 23,75 | 358 | + | 21,25 | 42,55 30,25 | 18,23 | +
1.Parmak izi 17 541 | +| 16 56,8 | + 11 70,3 | - 29 216 | +
2.Parmak Izi 36 27 | +| 29 216 | + 12 676 | +| 31 16,2 | +
6 saat 3.Parmak Izi 19 486 | +| 16 56,8 | + 25 324 | +| 31 16,2 | +
4 Parmak Izi 18 514 | + 24 35,1 + 19 486 | + 25 324 | +
Ortalama 225 | 392 | +| 21,25 | 4258 | + | 16,75 | 54,73 29 216 | +
1.Parmak izi 27 27 +| 28 243 | + 21 432 | +| 30 189 | +
2. Parmak izi 31 16,2 | + 10 73 - 7 81,1 - 32 135 | +
24 saat 3.Parmak izi 16 56,8 | + 10 73 - 18 514 | + 27 27 +
4 Parmak Izi 35 54 | +| 21 432 | + 12 676 | +| 29 216 | +
Ortalama 27,25 | 26,35 | + | 17,25 | 53,38 | + | 14,5 | 60,83 29,5 | 20,25 | +
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Cam yilizeylere parmak izi birakildiktan sonra saf suda bekletme islemi
uygulanan numuneler i¢in laboratuvar ortaminin bir haftalik sicaklik-nem grafigini
gosterir grafik Sekil 3.14°te, tim yontemlerle elde edilen parmak izlerinin
karakteristik 6zellik ortalama degerlerinin karsilastirmast Sekil 3.15°te, elde edilen
tim parmak izlerindeki karakteristik ozellik sayilarindaki ortalama kayip oranlari

karsilastirmasi Sekil 3.16°da gosterildigi gibidir.

35,0

30,0 W
25,0
20,0 /\

15,0

10,0
5,0

0,0
1.Giln 2.Gin 3.Giln 4.Gln 5.Giln 6.Gln 7.Gun

e S| CaklIk e Nem

Sekil 3.14. Parmak Izlerinin Bekletildigi Laboratuvar Ortaminin Bir Haftalik
Sicaklik-Nem Grafigi.
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Sekil 3.15. Elde Edilen Tiim Parmak izlerinin Ortalama Karakteristik Ozellik Sayist

Kargilagtirmasi.
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=== Tozlama === Superglue === Sactirma (1 saat) === Sag¢tirma (0.5 saat) === CQOrtalama

Sekil 3.16. Elde Edilen Tiim Parmak Izlerindeki Karakteristik Ozellik Sayilarindaki

Ortalama Kayip Oranlar1 Karsilastirmasi.
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Cizelge 3.3. Karakteristik Ozellik Sayis1 Kayip Oranlar1 Ortalamalari.

Yontem-Kayip Oram (%) 2 saat 6 saat 24 saat
Tozlama 17,6 39,2 38,5
Superglue 35,8 42,6 53,4
Sactirma (1 saat) 42,6 54,7 60,8
Sactirma (0.5 saat) 18,2 21,6 20,3
Ortalama 28,5 39,5 43,2

3.5 Yontemler Arasi istatistiksel Analiz

Calismamizda, tiim sistemlerden elde edilen karakteristik 6zellik sayilarinin
ortalamalar1 arasindaki farkin anlamli olup olmadiginin analizi Friedman Testi ve
Wilcoxon Isaretli Siralar Testi kullanilmistir. Yontemlerin genel olarak Friedman
Test sonuglar1 Cizelge 3.4.’te gosterildigi gibi olup burada, n: 6rnek sayisi, AO:
ortalama deger, SS: standart sapma, min ve mak: minimum ve maksimum degeri, df
bosluk degerini ve p anlamlilik degerini, SCTop, bir saat sagtirma yapilan

numuneleri, SCYTop, yarim saat sagtirma yapilan numuneleri ifade etmektedir.

Cizelge 3.4. Yontemlerin Genel Friedman Testi Sonugclari.

n AO SS Grup Sira Min Mak (3 df p
Degeri
Tozlama Top. 4 | 28,1875 4,68319 3,00 24,25 34,75
Superglue Top. 4 | 24,8125 2,20204 2,00 23,00 21,75 8700 | 3 | 034
SC Top. 4 22,3750 1,18145 1,25 20,75 23,25
SCY Top. 4 |31,4375 1,06800 3,75 30,25 32,75

Yontemlerin  karakteristik  6zellik  sayilarinin  ortalamalarinin ~ genel

karsilastirmasinda p anlamlilik degeri 0,05 degerine oldukga yakin ¢ikmis, yarim saat
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sactirma yapilan numuneler i¢in ortalama degerin referans izdeki (37) karakteristik

ozellik sayisina yakin oldugu goriilmiistlir. Parametrik olmayan ikili yontemler i¢in

Wilcoxon Isaretli Siralar Testi Cizelge 3.5.’te gosterildigi gibidir.

Cizelge 3.5. Yontemlerin Genel Wilcoxon Isaretli Siralar Testi Sonuglari.

SuperGlueTop- SCTop- SCYTop- SCTop- SCYTop- SCYTop-

TozlamaToplam TozlamaTop TozlamaTop SuperGlueTop SuperGlueTop SCTop
y4 -1,095° -1,826° -1,461° -1,473° -1,826° -1,826°
P 273 ,068 ,144 141 ,068 ,068

Cizelge 3.5.¢ gore Z, z anlamlilik degerini, b, pozitif grup sira degerini, c,
negatif grup sira degerini, p anlamlilik degerini ifade etmektedir. P degeri 0,05
degerinden kiiclik ¢ikmamakla birlikte 0,068 degeri ile anlamlilik degeri diizeyine
yaklagmigtir. Yarim saatlik sactirma ile bir saatlik sagtirma yontemi ve tozlama
yontemlerinin Wilcoxon Isaretli Siralar Testleri Cizelge 3.6. ve Cizelge 3.7’de

gosterildigi gibidir.

Cizelge 3.6. Yarim Saatlik Sagtirma ve Tozlama Y 6ntemi Wilcoxon Testi.

1.1z SCY — 1.iz Tozlama

2.1zSCY-2.iz Tozlama

3.1z SCY — 3.1z Tozlama

4.1z SCY — 4.1z Tozlama

-1,069°

,285

-1,069°

,285

-1,342°

,180

-1,604°

,109

Cizelge 3.7. Bir Saatlik Sagtirma ve Tozlama Yo6ntemi Wilcoxon Testi.

1.iz SC — 1.1z Tozlama

2.1zSC-2.1z Tozlama

3.1z SC — 3.1z Tozlama

4.1z SC — 4.iz Tozlama

-1,633°

,102

-1,633°

,102

,000°

1,000

-,816°

414
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izlere gore yarim saat ve bir saatlik sagtirma ydntemleri ile tozlama ydntemleri
arasinda, numunelerdeki karakteristik 0Ozellik sayilarinin ortalamalarina gore
Wilcoxon Isaretli Siralar Testi sonucunda anlamsal bir farklilik bulunamamistir.
Yarim saatlik sactirma ile bir saatlik sactirma yontemi ve superglue yontemleri
arasinda, izlere gdre Wilcoxon Isaretli Siralar Testi analizi Cizelge 3.8. ve Cizelge

3.9’da gosterilmistir.

Cizelge 3.8. Yarim Saatlik Sactirma ve Superglue Yontemi Wilcoxon Testi.

1.1z SCY — 1.1z Superglue

2.1zSCY-2.1z Superglue

3.1z SCY — 3.1z Superglue

4.1z SCY — 4.1z Superglue

-1,604°

,109

-1,604°

,109

-1,342°

,180

-1,633°

,102

Cizelge 3.9. Bir Saatlik Sactirma ve Superglue Yontemi Wilcoxon Testi.

1.iz SC — 1.iz Superglue

2.1zSC-2.1z Superglue

3.1z SC — 3.1z Superglue

4.1z SC — 4.1z Superglue

,000°

1,000

-1,069°

,285

,000°

1,000

-1,604¢

,109

Yarim saatlik sactirma yontemi ile superglue yontemin arasinda anlamli bir
farklilik degeri olup olmadigini belirlemek igin kullanilan Wilcoxon Isaretli Siralar
Testi soncunda anlamsal bir farklilik bulunamamistir. Superglue ve tozlama yontemi
arasinda, izlere gore Wilcoxon Isaretli Siralar Testi analizi Cizelge 3.10.’da, Yarim
saatlik ve bir saatlik sactirma yontemi Wilcoxon Isaretli Siralar Testi Cizelge
3.11.’de gosterilmistir. Elde edilen parmak izlerinin kalite analizi Chi-Square (Ki-

Kare) testi ile Cizelge 3.12.’de gosterilmistir.
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Cizelge 3.10. Superglue ve Tozlama Yéntemi Wilcoxon Isaretli Siralar Testi.

1.1z Superglue — 1.1z
Tozlama
z -,816°
P 414

2.1z Superglue 2.1z
Tozlama
-1,604°

,109

3.1z Superglue — 3.1z
Tozlama
-1,342°

,180

4.1z Superglue — 4.1z
Tozlama
-1,604°¢

,109

Cizelge 3.11.Yarim Saatlik ve Bir Saatlik Sactirma Yontemi Wilcoxon Testi.

1.izSCY - 1.izSC

2.1z8CY-2.iz SC

3.1zSCY -3.izSC

4.1zSCY -4.izSC

z -1,604P -1,604° -1,604° -1,604°
P ,109 ,109 ,109 ,109
Cizelge 3.12. Kalite Analizi I¢in Ki-Kare Testi.
Tozlama Kalite Superglue Kalite Sagtirma Kalite
Chi-Square (Ki-Kare) 3,500° 500° 3,500°
df 2 2 2
Asymp. Sig. 174 779 174

Calismamizda kullanilan Friedman Testi, dl¢lim sayisinin ikiden fazla oldugu

durumlarda degiskenlere ait dagilimlar1 karsilastirip aralarinda anlamli bir farklilik

olup olmadigint test etmektedir. Wilcoxon Testi’'nde parametrik olmayan iki

degiskene ait dagilimlar arasinda anlamli bir farklilik olup olmadigmin analizi

yapilmaktadir. Siniflanmis iki degisken arasindaki iliskinin anlamli olup olmadiginin

istatistiksel analizi Ki-Kare Testi ile belirlenmistir (Eymen, 2007).
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4. TARTISMA

Parmak izinin benzemezlik, tasnif edilebilirlik ve degismezlik O6zellikleri
sebebiyle tarihte onemi 600’1i yillarin baslarinda anlasilmis ve resmi yazigmalarda

kil tabletler {izerinde kullanilmistir (Margot ve Lennard, 1992).

1300’14 yillarda Persliler tarafindan resmi evraklardaki izlerin tasnifinin
yapildig1 (Lee ve Gaensslenn, 2001), ilk parmak izi uzmani olarak sayilan Faulds
kendi evinde gerceklesen bir hirsizlik olayinda tarihte parmak izinden tespit edilip
yakalanan ilk kisinin kendi hizmetgisi oldugunu ortaya c¢ikardigi (Berry ve
Leadbetter, 1987), devam eden yillarda parmak izinin tasnifi konusunda cesitli
calismalar olsa da temel olarak 19. ylizyilda Galton tarafindan lasso, wirbel ve ark

olarak ii¢ ana baslikta tasnif isleminin yapildig1 bilinmektedir (Saferstein, 1998).

1891 yilinda Arjantinli bir polis olan Vucetich tarafindan tarihin sistematik
¢oziimlemeyle ilk suglu teshisi parmak izi incelenerek bulundugu (Margot ve
Lennard, 1992), 6nemi giin gegtikge daha ¢ok anlasilan parmak izlerinin arsivlenme
asamasina 1924 yilinda FBI tarafindan gegildigi, 1954’te kagit lizerindeki parmak
izlerinin goriiniir hale getirilmesi ve 1977’de 15181in parmak izi tizerindeki etkileri
caligmalarinin yapildig: (Dalrymple ve ark., 1977), yine 70’li yillarin sonunda bugiin
de siklikla kullanilan superglue metodu F. Matsumura adli bir Tokyo Metropolitan
Polisi tarafindan kazara fark edildigi yapilan literatiir taramasinda elde edilmistir

(Norkus, 1982)

1980°1i yillarda Osterburg ve Ward tarafindan alternatif bir yontem olarak
vakumla metal c¢oktiirme, fiziksel gelistirici ve radyoaktif etiketleme gibi birgok

teknikle gizli izlerin goriiniir hale gelmesi calisilmistir (Osterburg ve Ward, 1997).
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Giin gegtikge teknolojik gelismeler, issizlik, ruhsal durumlar, sosyo-ekonomik
faktorler ve daha birgok sebeple artan sug olaylari sebebiyle parmak izinin 6nemi
daha da artmaktadir. Edmond Locard’in degisim prensibinden hareketle her temasin
bir iz biraktig1 teorisi, su¢ mahallinin biitliniiyle ele alinmas1 gerektigini vurgular ki
burada olay yerinin yalnizca kara degil sualti da oldugu bilinmelidir. Sualt1 olay yeri
incelemesi esnasinda ¢ikarilan bulgularin su igerisinde kalma siirelerine bagli olarak
delil oOzelligini yitirmemesi agisindan uygun muhafaza ve tasima Kkosullar

saglanmalidir (Ceylan, 2002; Cebi, 1999).

Sualtindan ¢ikarilan bulgular tizerinde parmak izi ¢alismalari konusunda birgok
yontem gelistirilmis ve ilerleme kaydedilmistir ancak elde edilen bulgulardaki
parmak izlerinin ne kadar siirede delil 6zelligi tasiyip tasimadigi konusunda yeterli

sayida calisma bulunmamaktadir (EGM, 2006).

Sualti parmak izi ¢alismalarindan birinde, elde edilen parmak izlerinin su
ortaminda iki hafta kadar 6zelligini koruyabildigi ancak bulundugu sivi ortamindan

¢ikarildiginda kisa siirede bozuldugu bilinmektedir (Ceylan, 2002).

Bu anlamda akademik calismalar siirekli devam etmis, parmak izine etki eden
cevresel sartlar, izin zamana bagl degisimi gibi faktorler ¢alisma konusu olmustur.
1987 yilinda Amerika’da bulunan Sualt1 Su¢ Arastirma Grubu’nda bulunan dalgiclar
tarafindan bir nehre birakilmis olan aliiminyum, cam ve mermi kovanlari tizerindeki
parmak izlerine tozlama ve superglue uygulamalari sonucunda bu yiizeyler tizerinde
parmak izi kalip kalmadigi calisma konusu olmustur (Nelson, 2010). Sualtinda
birakilan bu materyaller, bir giin fazladan bekletme yontemiyle calisilmis ve
superglue yontemiyle yaklasik bir haftaya kadar parmak izi elde edilebilecegi
goriilmiis ancak calismada elde edilen izlerin mukayese konusu ele alinmamistir

(Ucidiver, 2012).
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Sualtt caligmalarindan bir baskasi da Van Goli igerisinde golde yasayan
canlilarin etkisinden bagimsiz bir sekilde bulunan ve suyun etkisinin arastirildigi
kosullarda cam ylizeylerde parmak izleri birakilmis ve 90 giine kadar parmak izi elde
edilmistir (Sener, 2010).

Paine ve arkadaslar tarafindan (2011) ¢alisilan superglue metodunda, son yarim
saatte elleri yikanmamis gelisigiizel insan grubu secilmis ve izlere sebakus ve ekrin
salgilarmin ikisinin birden etkileri incelenmis, diger bir grup insana ise elleri
yikatilip bir eldiven giydirilip ¢ikartildiktan sonra parmak izleri alinmis, burada
sadece ekrin bezlerinin etkisi incelenmis, bir diger grupta ise yine elleri dezenfekte
ettirilmis (yikatilmis) insanlara yanak ve alin bolgesine parmaklarini stirdiikten sonra
parmak izlerini birakmasi istenmis ve burada sebakus bezlerinin etkileri incelenmeye

calistlmistir (Paine ve ark., 2011).

Sualt1 parmak izi inceleme alaninda yapilan ¢aligmalardan bir digeri olan “tuzlu
ve tatl sulara maruz kalan deliller lizerinde mukayeseye elverisli parmak izi tespit
edilip edilemeyeceginin analizi” adli ¢caligmada ise cam, plastik ve metal plakalar
tizerine parmak izi birakilip tatli ve tuzlu suda bekletildikten sonra superglue
uygulamasi yapilmis ve zaman-parmak izi mukayese arasindaki iligki incelenmistir

(Yildiz, 2011).

Parmak izi gelistirme tekniklerinden olan tozlama yontemiyle latent parmak
izlerinin gelistirilmesi, siklikla kullanilan bir metot olmakla birlikte kullanilan toz
icerigi de farklilik gostermekte ve gelistirilmektedir. Badiye ve Kapoor tarafindan
(2015) yapilan bir ¢caligmada Robin Powder Blue adi verilen 6zel bir toz karigimu ile
kalem, bilgisayar faresi (mouse), telefon ve kredi karti, kap1 kolu, ¢elik, kilit ve cam
tizerinde parmak izi incelemesi yapilmis ve bu 6zel toz karisimi ile goriintii agisindan
kaliteli parmak izleri elde edilmistir. Elde edilen parmak izlerinin mukayeseye

elveriglilik durumu belirtilmemistir (Badiye ve Kapoor, 2015).
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Kumari ve arkadaglari tarafindan (2011) 6zel bir toz karisimi kullanilarak
yapilan bir diger ¢alismada aliiminyum folyo, kagit, aliiminyum plaka ve kompakt
disk (cd) iizerinde yine goriintii olarak kaliteli parmak izleri elde edildigi

bildirilmistir (Kumari ve ark., 2011).

Parmak izi gelistirme tekniklerine alternatif olarak diisiiniilebilecek bir diger
yontem ise sactirma teknigi olup bu alandaki ¢alismada sistemin uygulanabilirligi

ortaya konulmustur (Kent ve Stoilovic, 1995).

Liang ve arkadaglar1 (2015) tarafindan yapilan c¢alismada geleneksel tozlama
yonteminden farkli olarak MOF (metal organic frame) kristallerinin kullanildig: bir
¢ozelti yardimiyla metal, cam ve plastik yiizeylerde parmak izi tespiti anlaminda yeni

bir yontem gelistirilmistir (Liang ve ark., 2015).

Chen ve arkadaglar1 tarafindan (2015) yapilan parmak izi gelistirme
calismasinda kat1 ninhidrinin bir vakum ortaminda buharlastirilmasi ile banknotlar
lizerinde latent parmak izlerinin goriniir hale getirildigi bildirilmistir. Calisilan
sistem kosullar1 olarak diisiik basing (50 mTorr) ve 80-90 santigrad derece
Olclilmiistir. Calismada uygulamanin ¢ozelti kullanilmadan parmak izi
gelistirilebilecegi ve cevresel korumaya katkida bulunacag: bildirilmistir (Chen ve
ark., 2015). Vakumlu ve ortamdan bagimsiz yapilan bu ¢alismanin bir benzeri olan
sactirma metodu kullanilan ¢alismamizda da ¢evre ve uygulayiciya herhangi zararin

olmamasi sebebiyle kriminal laboratuvarlara oneri niteligi tasimaktadir.

Nelson’un (2010) c¢alismasinda nesneler {izerinde parmak izinin Kkalip
kalmayacagi, Paine ve arkadaslart (2011) tarafindan yapilan c¢alismada salgi
bezlerinin etkileri, Yildiz’in (2011) arastirmasinda ise ¢esitli yiizeylerdeki parmak
izlerinin tathh ve tuzlu suda kalislarinin siire bazinda etkileri incelenmistir.
Calismamizda ise saf su kullanilarak suyun sistemler arasindaki etkisinden
arindirtlmasi amaglanmig, alin, yanak ve burun kisminda bulunan sebakus salgi
bezlerinin etkisi ile tozlama, superglue ve sagtirma metotlarinin zamana bagh

etkisiyle birlikte uygulanabilirligi amaglanmistir.
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Ruiqin ve arkadaslarinin (2012) yaptig1 bir calismada plastik, cam, seramik, kuse
kagit, aliminyum alasim gibi kat1 yiizeylerde ve silgi, deri ve suni deri gibi
materyallerde manyetik sagtirma (magnetron sputtering) ydntemiyle ¢inko (Zn)
kaplamislardir. Manyetik sactirma metodu ile plastik, cam, seramik, kuse kagit ve
aliminyum materyallerde goriiniir parmak izleri tespit etmiglerdir (Ruiqin ve ark.,
2012). Ruiqgin ve arkadaslarmin kullandigi sistemde hedef malzeme (kaplama
malzemesi) olarak ¢inko, Kent ve Stoilovic (1995) tarafindan ise bakir, ¢inko,
platinyum ve altin secilmistir. Calismamizda kullanilan bakir oksit malzemesiyle

kaplama isleminin literatiire katki yapacagi diisiiniilmektedir.

Liu ve arkadaslarinin (2011) gozeneksiz yiizeylerde vakumla metal kaplama ve
superglue (cyanoacrylate: siyanoakrilat) yOntemlerini  kullanarak  yaptigi
karsilastirmali c¢alismada, ii¢ yiliz yirmi ¢ift parmak izi ciftinin kagit {izerine
birakildiktan sonra goriiniir parmak izleri elde ettikleri ve vakumla metal kaplamanin

daha etkin bir yontem oldugu sonucuna ulagsmislardir (Liu ve ark., 2011).

Migron ve Mandler’in (1997) piring kartuslar (av tiifeginde kullanilan) iizerinde
yaptig1 calismada, yiizeyleri tirtikli (girinti ve cikintilardan olusan) kartuslarin
paladyum (Pd) kaplayarak goriiniir parmak izleri elde etmisler ve caligmalarinin,
piring kartuslarda kullanilabilecek bir model olabilecegini 6ne siirmiislerdir (Migron
ve Mandler, 1997). Malzeme kaplamasi yontemiyle yapilan bu ve bunun gibi
caligmalar da sagtirma metodundaki gibi vakumlu bir odacik igerisinde malzeme
koparma teknigiyle yapilmakta olup c¢evre ve kullanict sagligi acisindan 6nem

tasimaktadir.

A4 kagidi, gazete ve karton ylizeyler gibi farkli morfolojik 6zelliklere sahip
yiizeyler tizerinde farkli kisilere ait parmak izlerinin birakilmasi sonucu ¢esitli zaman
araliklarinda bekleme sonrasi ninhidrin yontemi uygulanan bu ii¢ farkli ylizeylerde
elde edilen parmak izlerinin ilk referans parmak izlerindeki karakteristik 6zellik

sayist karsilastirmast yapilmis olan bir diger ¢alismada giin ve yiizeylere gore
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mukayese sonuglart calisilmis, ortaya c¢ikan verilerin istatistiksel anlami ve

mukayeseye elverislilik durumu incelenmistir (Delican, 2018).

Calismamizda parmak izlerinin cam yiizeyler tizerine birakilmasi sirasinda diger
parametrelerin etkisi yok sayilmustir. Oyle ki izlerin yiizeylere birakilmasi esnasinda
her defasinda ayni siddette baski yapilmasi ihtimali, oda sicakliginin muhafaza
edilmesinin yaninda sistemlerin uygulama asamalarindaki ortam sicaklik ve nem
kosullarinin denk hale getirilmesi giiglestirici etki olarak goriilmiis ayrica iz
birakilacak parmagin yiiz bolgesine siirlilmesinden sonra cam numunelere iz
birakilmast esnasinda her durumda transfer edilen salginin yogunlugu da ihmal
edilmistir. Yapilan deneyler sonucunda tiim yontemler ele alindiginda mukayeseye
elveriglilik oraninin yiiksek oldugu goriilmiis, ayr1 ayr1 degerlendirme yapildiginda
en fazla karakteristik Ozellik sayisi oraninin sagtirma yonteminde oldugu tespit
edilmistir. Izlerdeki kayip oranlari degerlendirmesi yapildiginda referans izin
karakteristik 6zellik sayisina oranla (ortalama) en az kaybin yine sagtirma yontemi

uygulanan cam yiizeyler iizerindeki parmak izlerinde oldugu goriilmiistiir.
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5. SONUC ve ONERILER

Kriminal olaylarda delil niteligi tasimasi agisindan son derece biiyiik dneme
sahip olan parmak izlerinin tespiti, birakildig1 yiizeye, ortam sartlarina ve bunun gibi

bir¢ok degiskene bagli olarak degisim gdstermektedir.

Elde edilen izlerin her zaman net olmamasi nedeniyle bu izlerin tasnif
edilebilmesi i¢in ¢esitli calismalar yapilmaktadir. Bu ¢alismalardan bazilar1 5-MTN
yontemi, siyanoakrilat; diger bir deyisle superglue ya da halk arasinda bilinen adiyla
japon yapistiricist metodu, yapiskan bantlar (sticky side powder) ve tozlama
yontemiyle tespit en sik kullanilan tekniklerdir. Bunlarin disinda vakumla metal

kaplama ve sputtering (sactirma) teknikleri de alternatif olarak kullanilmaktadir.

Numuneler iizerine uygulanacak olan yontemin iyi secilmesi ve parmak izindeki
porlarin ya da papillerin herhangi bir bozunmaya yol a¢madan goriiniir hale
getirilmesi  saglanmalidir. Her yontemin kendine gore avantaji oldugu gibi
uygulanabilirlik agisindan da dezavantajlari mevcuttur. Ornegin siyanoakrilat
yonteminde yapistiricinin delil iizerindeki parmak izinde bulunan neme; dolayl

olarak yag asitlerine temasi s6z konusu oldugundan zaman parametresi dnemlidir.

Sactirma ile kaplamada sistemin maliyetinin diisiikk olmas1 sebebiyle kriminal
olaylarda elde edilen parmak izlerinin degerlendirilmesi noktasinda bir alternatif

yontem olabilecegi sdylenebilir.

Bununla birlikte sputtering (sagtirma) metoduyla kaplama metodu, vakumla
metal kaplama ve siyanoakrilat duman odasinda kaplama yOntemiyle
karsilagtirildiginda sagtirma metodunda latent parmak izinin, netlik agisindan, gerek
superglue gerekse vakumla metal kaplama yontemine gore daha 6n planda oldugu

sonucu da yapilan bazi calismalarda (Turner ve ark., 2010) ortaya konulmustur.
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Laboratuvar ortaminda superglue ile goriiniir hale getirilmek istenen parmak izi
calismasi yapilmasi esnasinda, ortamdaki iyodun nefesle viicuda alinmasi saglik
acisindan, ileride bir hastaliga yol acabilecek toksik maddelerin viicuda alinmasina
sebep olacagindan sistemin kullanimi sirasinda son derece dikkatli olunmalidir.
Superglue gibi parmak izi uygulamalarinin yapildigi laboratuvarlarda her ne kadar
stk zaman araliklarinda gliglii fanlar yardimiyla havalandirma islemi yapilsa da
laboratuvar ¢alisanlarinin arsenik gibi viicuda zararli maddelerin solunmasinin oniine
tamamen gecilemedigi bilinmektedir ve bunun gibi zehirli maddelerin viicuda verdigi
zararlar1 anlik olarak degerlendirmek miimkiin degildir zira arsenik gibi maddeler

viicutta birikir, yavas ve uzun vadede zarar verir (OY1, 2015).

Bununla birlikte parmak izi elde etme yontemlerinden olan ve en ¢ok kullanilan
metotlardan biri olan tozlama yonteminde de her ne kadar agir; uguculugu azaltilmis
tozlar kullanilsa da maske takilmasi halinde bile solunum yoluyla toz halindeki
maddenin burun ve agizdan viicuda girmesi muhtemeldir. Buradan hareketle

sistemlerin saglik agisindan karsilastirilmasi da bir parametre olarak sayilabilir.

Sputtering sisteminin kapali bir odacikta (vakumlanmis bir diizenek)
calisilmasindan  Gtiirii bu  yontemin, alternatif olarak kabul gormesinden
bahsedebiliriz. Deneyin baglamasi ve bitisinden sonraki sathada vakumlu cihazin
havasinin alinmasindan sonra odacik kisminin kaldirilmas1 ve numuneye ulasilmasi
asamalar1 takip edileceginden havasi bosaltilmig bu sistemin saghikli bir yontem

oldugu soylenebilir.

Latent parmak izlerinin gelistirilmesi sirasinda zaman, kontaminasyon etkisi,
iklim ve c¢evre etkisi gibi parametreler, izlerin 1iyilestirilmesinde etkin rol
oynayacaktir. Ayrica olay sirasinda siiphelinin davranis ve ruh hali, cinsiyet ve yasi,
gibi etkenlerin yani sira parmak izi teshis uzmanlarinin tecriibesi de Onemli
parametrelerdendir. Ulkemizde gériilen davalarda mukayese edilecek parmak
izlerinin birbirinin aynis1 olduguna kanaat getirilmesi i¢in on iki Ozellik tespit
edilmesi temel alinmaktadir. Olay yerinden alinan bir izin (olay yeri izi) her zaman

bu on iki temel oOzellik sayisina ulasamayabilir. Burada APFIS uzmanlarinin
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tecriibesi de bilirkisi raporu hazirlanmasinda 6nemli bir kriterdir. Calismamizda
sactirma metodu kullanilarak elde edilen parmak izlerinin mukayese tablolarina
bakildiginda ve diger yontemlerle karsilastirildiginda tespit edilen 6zellik sayilarinin
kayda deger oldugu sOylenebilir. Bununla birlikte uygulanan tiim metotlarda elde
edilen her bir izin kalite ve ozellik sayilarimin da sabit olmama ihtimalinin var
oldugunu da sdylemek gerekir. Parmak izi gelistirme yontemleri konulu yapilacak

caligmalara katki saglamasi agisindan teknik bilgiler ve 6neriler asagida sunulmustur:

Oncelikle laboratuvar se¢iminde parmak izi kaplanan numunenin laboratuvara en
kisa siirede gotiiriilebilecek uygun zaman ya da yerde olmasina dikkat edilmelidir ki
izin birakilmasindan sonra numunelerin ¢evre kosullarindan korunma durumu
deneye olumsuz etki edecektir. Calismamizda izin yiizeylere basimi sirasinda
ortalama bir basim siddeti uygulandig1r 6ngdriilmiis, basim siddetinin net kontrolii
yapilamamistir. Buradan hareketle iz birakilacak parmagin mekanik bir sistemde
sikistirilarak sabit hale getirilmesi ve yine sabit bir hizda basiminin gergeklestirilmesi
Onerilebilir. Yiizeylere birakilan izlerin hep ayni1 parmakla basimi yapilmis olmasi
sebebiyle kaplama yapilan izlerin mukayese islemi yapilmistir. Ancak sistemler arasi
mukayese islemlerinin daha rasyonel olmasini saglamak amaciyla 6rnegin tozlama
yonteminde kullanilan toz ve parmak izinin, iz kartina transferi sirasinda kullanilan
yapiskan bandin (folyo) aym1 marka ve temizlikte olmasina, superglue metodunda
kullanilan cihazin ayni cihaz ve nem orani, kaplama siiresi gibi ayn1 parametrelerde
calistirilmasina, sactirma metodunda kullanilan cihazin da ortam basinci ve ortama
verilen gaz miktar1 gibi ayn1 parametrelerde ¢alistirilmasina 6zen gosterilmeli ayrica
parmak izinin ylizeylere birakilmasi igleminin ayni mevsim ya da benzer hava

kosullarinda yapilmasina dikkat edilmelidir.

Calismamizda elde edilen veriler sonucunda istatistiksel olarak anlamsal farklilik
degerine ulagilamamigtir ancak parmak izi birakilan numuneler i¢in suda bekleme
stiresi arttikga karakteristik 6zellik sayilar1 agisindan anlamsal bir azalma oldugu
gbzlenmis olmasi ayrica sistemin saglia olumsuz etkisi olmayan vakumlu bir
ortamda c¢alismasi sebebiyle bu yontemin, degerli bir yontem oldugu sonucuna

ulasilmustir.
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OZET

Goriinmeyen Parmak Izlerinin Gelistirilmesinde Sa¢tirma Yontemiyle Kaplama

Kriminal laboratuvarlarda parmak izi gelistirme islemi sirasinda gesitli kimyasal
metotlar kullanilmaktadir. Bu metotlarin uygulanmas: esnasinda laboratuvar calisanlarinin
sagligi1 uzun vadede etkileyecek istenmeyen durumlarin olusmasi miimkiindiir. Bu
caligmada, kullanicinin sagligina olumsuz etkisi olmayan sputtering (sagtirma) metodunun
uygulanabilirligini degerlendirmek amag¢lanmustir. Altmug dort adet cam numune iizerine
ayni kigiye ait ayn1 parmak izi birakildiktan sonra dort ana gruba ayrilmistir. Bu dort ana
grup ise yine dort alt gruba ayrilmig ve 6rnekler saf suda ayri1 ayri sifir saat, iki saat, alt1 saat,
yirmi dort saat oda sicakliginda saf suda bekletilmistir. Daha sonra ana gruplardaki
numunelere ayr1 ayri tozlama yontemi, superglue yontemi, bir saatlik ve yarim saatlik
sactirma metodu uygulanmistir. Elde edilen tiim parmak izlerinin mukayeseye elverislilik
ozellikleri, kalite siniflandirmasi ve kayip oranlar1 ortaya konmustur. Suda bekleme siiresi
arttikga karakteristik 6zellik sayisinda azalma goriilmiistiir. Tozlama yontemiyle elde edilen
parmak izlerinin tamaminin mukayeseye elverisli oldugu ayrica %59 A kalitede oldugu
goriilmiigtiir. Superglue metoduyla elde edilen parmak izlerinin mukayeseye elverislilik
oraninin %83,33 oldugu ayrica %42 A kalitede oldugu goriilmiistiir. Bir saat sagtirma
yontemi uygulamasiyla elde edilen parmak izlerinin %83,33 oranda mukayeseye elverisli
oldugu ancak %8 A kalitede oldugu bunun yaninda yarim saat sagtirma metoduyla elde
edilen parmak izlerinin tamaminin (%100) mukayeseye elverisli ve A kalitede oldugu tespit
edilmistir. Gruplar arasinda Friedman ve Wilcoxon fsaretli Siralar Testi sonucunda,
istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunamamustir. Calismamizda kullanilan yontemler
arasinda, kayip orani ve standart sapma sayisinin az olmasi bunun yaninda en iyi goriintii
kalitesinin sagtirma metodunda elde edilmis olmasi ayrica sistemin vakumlu bir ortamda
calismasi sonucu kullanici saglhigina olumsuz etkisinin olmamasi sebebiyle, bu yontemin,
kriminal laboratuvarlarda kullanilmasi onerilmektedir.

Anahtar Sézciikler: Dermatoglifik, Mukayeseye Elverislilik, Parmak Izi, Sagtirma.
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SUMMARY

Facing the Sputtering Method in the Development of the Invisible Fingerprints

Various chemical methods are used during fingerprint development in criminal
laboratories. Chemical methods are likely to have detrimental effects on the health of
laboratory workers in the long term. In this study, it is aimed to evaluate the applicability of
the sputtering method which has no negative effect on the health of the user. After the same
fingerprints belonging to a single person were deposited on sixty four glass samples, four
main groups were seperated. These main groups were seperated into four subgroups again
and the samples in each subgroup were kept in pure water at zero hours, two hours, six
hours, twenty four hours seperately at room temperature. Then, the samples in the main
groups were deposited powdering, superglue and the one hour and half hour scattering
method were applied seperately. The comparability characteristics, quality classification and
loss rates of all the fingerprints were studied. As the waiting time increased, the number of
characteristic traits decreased. All of the fingerprints obtained by the powdering method
were found to be comparable and it was also found to be 59% A quality. The comparability
of fingerprints obtained by superglue method was found to be 83,33% and also 42% A
quality. The fingerprints obtained by using one hour sputtering method were comparable
with 83,33% ratio but it was 8% A quality. In addition, all of the fingerprints (100%)
obtained by the with half an hour sputtering method were found to be comparable and A
quality. As a result of Friedman and The Wilcoxon Marked Sequences Test, no statistically
semantic difference was found between the groups. Among the methods used in our study, it
is recommended that this method could be used in criminal laboratories due to the low rate
of loss and the number of standart deviations, as well as the best image quality obtained in
the sputtering method and system does not have a negative effect on the health of the user as
a result of working in vacuum chamber.

Keywords: Dermatoglyphics, Comparability Properties, Fingerprint, Sputtering.
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